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 The electronic industry which played a significant role in Thailand's economy and 
technology, have developed rapidly.  In General, electronic products have short product life 
cycle and new product types are launched to the market very often.  Due to these various 
product types, it is difficult to estimate production capacity correctly.  The objective of this 
paper is to apply a predetermined time system to estimate processing time of new products 
based on processing time of 20 current product types.  This data is then used to estimate 
capacity.  The approach is conducted for a die bonding process in an integrated circuit 
production with semi-automatic environment.  The results of the predetermined time system 
are compared to the ones of traditional time study using two-tail paired t-test, having P-value 
of each product group vary between 0.17 and 0.91 which means that processing time given 
from both approaches are not different at 95% confidence level with the absolute percent error 
of each product group vary between 1-6. 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 
 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
 ในการวางแผนการผลิต ก าลังการผลิตของโรงงานเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและผู้วางแผนการ
ผลิตจะต้องทราบและจ าเป็นต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อการวางแผนก าลังการผลิตและจัดสรร
ทรัพยากรได้อย่างแม่นย า ไม่เกิดความสูญเสียต่างๆ เช่น หากข้อมูลก าลังการผลิตไม่ถูกต้อง อาจ
ท าให้สั่งซื้อเคร่ืองจักรมากเกินความจ าเป็น หรือผลิตสินค้าไม่ทัน ท าให้เกิดผลเสียหายต่อธุรกิจ
อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงงานที่ผลิตสินค้าที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามเทคโนโลยี 
เช่น โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาดตลอดเวลา ผู้ผลิตจ าเป็นต้องมีวิธีการวัด 
และประเมินเวลามาตรฐานในการผลิตอย่างเหมาะสม เพื่อวางแผนก าลังการผลิต 
โดยทั่วไป การประมาณเวลาการผลิต สามารถประเมินได้หลายวิธี การหาเวลามาตรฐานแบบพรีดี
เทอร์มินเป็นอีกหนึ่งวิธีที่นิยมใช้ เน่ืองจากไม่ต้องลงทุนในการติดต้ังระบบ สามารถท าได้ง่ายหาก
วิศวกร/ผู้วางแผนมีความเข้าใจในหลักการ และได้ผลการท านายเวลาการผลิตที่แม่นย ากว่าการ
คาดการณ์ด้วยประสบการณ์ของวิศวกร/ผู้วางแผน 

โรงงานตัวอย่าง เป็นโรงงานผลิตชิพอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2531 
ปัจจุบันมีก าลังการผลิตรวม 70 ล้านไอซีต่อเดือน และในปัจจุบัน การค านวณก าลังการผลิตใน
กระบวนการ ท าโดยจับเวลาการผลิตทั้งลอตหารด้วยจ านวนไอซีต่อลอตการผลิต จะได้เวลาที่ใช้
ต่อการผลิต 1 ไอซี น าเวลานี้ไปหารเวลาการผลิตทั้งหมดที่มีในหนึ่งเดือน จะได้จ านวนผลิตภัณฑ์
ที่ได้ในหน่ึงเดือน จากนั้นน าไปคูณกับประสิทธิภาพของเคร่ืองจักร ( Machine Efficiency) ซึ่งเป็น
อัตราส่วนเวลาที่เคร่ืองจักรสามารถท างานได้จริง จะได้ จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ต่อเดือน 
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สูตรการค านวณก าลังการผลิต 
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Capacity (ICs/month)  หมายถึง ก าลังการผลิตของเคร่ืองจักรเคร่ืองหนึ่งที่ผลิตได้ในรอบเดือน 
WorkingDay (Days)  หมายถึง จ านวนวันท างานในหนึ่งเดือน ก าหนดมาฝ่ายบริหาร 
MachineEfficiency หมายถึง ประสิทธิภาพเคร่ืองจักร เวลาที่เคร่ืองจักรท าการผลิตได้ คิด
เป็นร้อยละของเวลาการผลิตทั้งหมดลบด้วยเวลาอื่นๆที่เคร่ืองจักรไม่สามารถผลิตได้เช่น เวลาใน
การซ่อมบ ารุง เวลาพักพนักงาน เป็นต้น 
Takt Time (Sec/IC) หมายถึง เวลาส าหรับท าการผลิต 1 ไอซี มาจากการจับเวลาการผลิตหน่ึง
ลอตหารด้วยจ านวนไอซีต่อลอต ซึ่งสามารถจับเวลาได้เมื่อผลิตภัณฑ์นั้นท าการผลิตแล้ว 
 จากวิธีการค านวณก าลังการผลิตพบว่าหากเป็นผลิตภัณฑ์ในอนาคต จะไม่สามารถจับ
เวลาการผลิตได้ จนกว่าจะมีการผลิตเกิดขึ้นจริง ดังนั้นการค านวณก าลังการผลิตส าหรับผลิตภัณฑ์
ในอนาคต จะต้องประมาณค่าจากประสบการณ์ของผู้ค านวณ ไม่มีแบบแผนวิธีที่แน่นอน ท าให้
เกิดความผิดพลาด เน่ืองจากเวลาในการผลิตของบางกระบวนการ แตกต่างกันไปตามชนิดของ
ผลิตภัณฑ์ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในปัจจุบันก็ไม่สามารถตามจับเวลาได้ครบทั้ง 4 31 ผลิตภัณฑ์ 
เพราะการจับเวลาแบบปัจจุบันคือการจับเวลาการผลิตทั้งลอตเพียงครั้งเดียวในแต่ละกระบวนการ 
(ใช้เวลา 2-10 ชั่วโมงต่อลอตการผลิต)  
 หากพิจารณาเฉพาะกระบวนการติดได พบว่ามีข้อมูลเวลาที่จับจริงเพียง 117 ผลิตภัณฑ์  
จากทั้งหมด 261 ผลิตภัณฑ์ หากเป็นผลิตภัณฑ์เก่าอาจเกิดความผิดพลาดเนื่องจากเป็นเวลาการ
ผลิตที่จับไว้นานแล้ว จนกระบวนการต่างๆเปลี่ยนไปและไม่ได้แก้ไขข้อมูล และกรณีผลิตภัณฑ์
ใหม่หรือผลิตภัณฑ์เก่าแต่ยังไม่เคยจับเวลาการผลิตจริง จะใช้เวลาที่ผู้วางแผนการผลิตประมาณค่า
จากผลิตภัณฑ์เก่า ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่น าไปเทียบเคียงอาจมีเงื่อนไขในการผลิตที่แตกต่างกัน 
ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์ LQFP100 ซึ่งมีจ านวน 48 ชนิดผลิตภัณฑ์  เมื่อน าข้อมูลเวลาการ
ผลิตที่ใช้ค านวนก าลังการผลิตมาเปรียบเทียบกันระหว่างเวลาที่ประเมินจากผลิตภัณฑ์เก่า (ข้อมูล 
ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554) กับเวลาการผลิตจริง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554) 
จ านวน 18 ชนิดผลิตภัณฑ์ พบว่ามีความแตกต่างกันเฉลี่ย 11% (ดู ภาคผนวก ก) 

งานวิจัยนี้ มีจุดประสงค์เพื่อหาเวลามาตรฐานแบบพรีดีเทอร์มินส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ 
และผลิตภัณฑ์เก่าที่ยังไม่มีข้อมูลเวลามาตรฐาน โดยยกตัวอย่างกระบวนการติดได ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการผลิตไอซี โดยมีขั้นตอนเร่ิมจากการแบ่งงานออกเป็นงานย่อย เก็บข้อมูลเวลา
การท างานของแต่ละงานย่อย หาความสัมพันธ์ของปัจจัยในการผลิตกับเวลา ขยายผลเป็น
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ฐานข้อมูลเวลามาตรฐาน และค านวณเวลามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ใหม่จากฐานข้อมูลเวลา
มาตรฐาน โดยใช้ปัจจัยในการผลิตที่เกี่ยวข้องเป็นพารามิเตอร์ตั้งต้น  

โรงงานตัวอย่าง ท าการผลิตแบบกึ่งอัตโนมัติ คือใช้เคร่ืองจักรเป็นหลัก พนักงานมีหน้าที่
ป้อนล าเลียงวัตถุดิบเข้าเคร่ืองจักร ป้อนค าสั่งให้เคร่ืองจักรท างาน และตรวจสอบคุณภาพของงาน
ที่ผ่านกระบวนการออกมา ซึ่งการผลิตชิพอิเล็กทรอนิกส์มีกระบวนการดังภาพที่1.1 

  
 

ภาพที่ 1.1 กระบวนการผลิตไอซี 
 
1.2 กระบวนการผลิตไอซี 
 
กระบวนการผลิตไอซี สามารถแบ่งออกเป็นกระบวนการหลักๆได้ดังนี้ 
1.2.1 กระบวนการตัดแผ่นเวเฟอร์ ( Wafer Dicing) วัตถุดิบหลักของการผลิตชิพอิเล็กทรอนิกส์ 
เรียกว่า เวเฟอร์ เป็นแผ่นกลมบาง เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 4, 5, 6, 8 และ 12 นิ้ว ประกอบด้วยชิพ
อิเล็กทรอนิกส์เรียงกันบนแผ่นเวเฟอร์ ดังภาพที่ 1.2 ต้องน าเวเฟอร์มาผ่านกระบวนการตัดเพื่อแยก
ชิพอิเล็กทรอนิกส์ออกเป็นชิ้นเล็กๆ 

Wafer Dicing

Wire Bonding

Die Bonding

Molding

Marking

Trimming and Forming

Testing
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ภาพที่ 1.2 แผ่นเวเฟอร์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว 

 
1.2.2  กระบวนการติดได (Die Bonding / Die Attach) คือกระบวนการทากาว ลงที่ต าแหน่งวางชิพ
บนลีดเฟรม (ลีดเฟรม เป็นโลหะแผ่นบาง ใช้เป็นอุปกรณ์บรรจุ ชิพอิเล็กทรอนิกส์ตลอดการผลิต 
โดยออกแบบตามขนาดของชิพ) แล้วหยิบชิพอิเล็กทรอนิกส์ที่ตัดไว้แล้ว วางบนแป้นลีดเฟรม 
(Leadframe pad หรือ Die pad) จากนั้นน าไปอบความร้อนเพื่อให้กาวติดสนิท 
1.2.3 กระบวนการเชื่อมลวดวงจร ( Wire Bonding) คือการใช้ลวดทองค าเชื่อมลายวงจรบนชิพ
อิเล็กทรอนิกส์ กับขาของชิพที่เป็นโลหะ เพื่อท าให้วงจรสมบูรณ์ 
1.2.4 กระบวนการฉีดพลาสติก ( Mold) ฉีดเรซินพลาสติกเพื่อหุ้มชิพอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมไว้แล้ว 
เพื่อให้เป็นไอซี (IC: Integrated Circuits) ติดอยู่บนแป้นลีดเฟรม 
1.2.5 กระบวนการท าเคร่ืองหมาย ( Marking) คือการท าเคร่ืองหมายระบุรุ่นของสินค้า และข้อมูล
อ่ืนๆ เช่น หมายเลขลอตที่ผลิต โรงงานที่ผลิต 
1.2.6 กระบวนการตัดขาและดัดขาไอซี ( Trim & Form) คือกระบวนการตัดและดัดขาตัวไอซี และ
จัดเรียงไอซีลงบนถาด (Tray) กระบวนการน้ีจะมีเฉพาะผลิตภัณฑ์กลุ่มมีขา (Peripheral) เท่านั้น 
1.2.7  กระบวนการทดสอบไอซี ( Test) น าไอซีเข้าเคร่ืองทดสอบว่ามีการใช้งานตรงตามสเปค
หรือไม่ 

กระบวนการตัดแผ่นเวเฟอร์และกระบวนการทดสอบไอซี เป็นกระบวนการที่ต้องใช้
เทคนิคเฉพาะส าหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ เช่น วิศวกรต้องปรับความเร็วของ ใบมีดและเส้นทางการตัด
ให้เหมาะสมกับความหนา ขนาดชิพ ขนาดเวเฟอร์ และวัสดุของแผ่นเวเฟอร์ หรือ กระบวนการ
ทดสอบไอซีต้องมีการเขียนโปรแกรมใหม่ขึ้นมาเพื่อทดสอบฟังก์ชั่นเฉพาะของไอซี จะวัดเวลาได้
ก็ต่อเมื่อมีการผลิตจริง ทางโรงงานจึงมีนโยบายให้เผื่อก าลังการผลิตไว้เพื่อรองรับการผลิตในช่วง
ต้น และเมื่อผลิตแล้ว สามารถดาวน์โหลดข้อมูลการท างานของเคร่ืองจักรมาถอดเป็นเวลาการผลิต
ได้ทันที ไม่ต้องรอจับเวลาเหมือนกระบวนการอ่ืนๆ จึงสามารถวัดเวลาการผลิตได้ครบทุก
ผลิตภัณฑ์  

จากข้อมูลเวลาผลิตต่อลอตผลิตในภาพที่ 1.3 เมื่อพิจารณาเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์พบว่า
กระบวนการเชื่อมลวดวงจร มีความผันแปรของเวลาในแต่ละผลิตภัณฑ์มากที่สุด รองมาคือ
กระบวนการติดได ส่วนกระบวนการอ่ืนๆ ใช้เวลาการผลิตไม่แตกต่างในกลุ่มผลิตภัณฑ์ แต่
เน่ืองจากกระบวนการเชื่อมลวดวงจร มีปัจจัยในการผลิตเช่น จ านวนเส้นไวร์ที่เชื่อม ระยะทางของ
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ไวร์แต่ละเส้น วิธีการเชื่อม ความหนาของลวดทอง เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถรู้ก่อนการผลิตเป็น
เวลานาน จะรู้ก็ต่อเมื่อถึงขั้นตอนการผลิตสินค้าตัวอย่าง ก่อนการผลิตจริงประมาณ 2 สัปดาห์ จึง
ไม่สามารถท านายเวลาการผลิตล่วงหน้าระยะยาวได้ แต่กระบวนการติดได จะทราบข้อมูล
ล่วงหน้าระยะยาวเพราะต้องก าหนดวัตถุดิบหลัก (เวเฟอร์) ล่วงหน้า ตามฟังก์ชั่นการใช้งาน เช่น 
ในอนาคตอีกสามปีข้างหน้า ลูกค้าวางแผนจะผลิตโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ ก็จะออกแบบ แตก
รายละเอียดของวัตถุดิบต่างๆ สเปคและฟังก์ชั่นที่ใช้งานของไอซีให้บริษัทแม่ บริษัทแม่ก็จะ
ออกแบบวงจรในชิพ ออกแบบเวเฟอร์ และส่งข้อมูลของเวเฟอร์ ชิพ และปริมาณความต้องการ
ล่วงหน้ามาที่โรงงานเพื่อวางแผนก าลังการผลิต 

 

 
ภาพที่ 1.3 เวลาผลิตของผลิตภัณฑ์กลุ่ม SSOP24 และกลุ่ม SOP28 แยกตามกระบวนการ 

 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาวงจรอิเล็คทรอนิกส์ที่อยู่ใน

ชิพ ซึ่งส่งผลให้ขนาด และคุณสมบัติของชิพต่างกันตามชนิดของวงจร ชิพของผลิตภัณฑ์ใหม่ จะ
ถูกออกแบบให้วางลงในไอซีที่มีขนาดรูปร่างภายนอก (Package Size) และจ านวนขาของไอซี 
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เหมือนกับกลุ่มผลิตภัณฑ์เดิม ดังนั้นการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ในกระบวนการติดได จึงมีขั้นตอนการ
ผลิตเหมือนผลิตภัณฑ์เดิม 

โรงงานตัวอย่าง มี 2 สายการผลิต ส าหรับผลิตผลิตภัณฑ์ 2 ประเภท ดังน้ี 
ก. ผลิตภัณฑ์ประเภทมีขา (Peripheral) คือไอซีที่มีขาโลหะยื่นออกมาจากตัวไอซีเพื่อให้

ขาเป็นตัวเชื่อมต่อกับวงจรอิเล็กทรอนิก ดังภาพที่ 1.4 (ซ้าย) ปัจจุบันมีก าลังการผลิต 30 ล้านไอซี
ต่อเดือน แบ่งออกเป็น 38 กลุ่มผลิตภัณฑ์ (Package) เช่น DIP16 HSOF16 HSOF26 รวม 261 ชนิด 
(ข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2554) 

ข. ผลิตภัณฑ์ประเภทไม่มีขา (Individual) คือไอซีที่ไม่มีขาโลหะยื่นออกมาจากไอซี แต่
เป็นการบากตัวไอซีให้เป็นร่องหรือใช้ Solder Ball เพื่อให้ร่องหรือบอลโลหะนั้นเป็นตัวเชื่อมกับ
วงจรอิเล็กทรอนิกดังภาพ1.4 (ขวา) ปัจจุบันมีก าลังการผลิต 40 ล้านไอซีต่อเดือน แบ่งออกเป็น 62 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ เช่น FBGA608 LBGA164 LFBGA64 รวม 181 ชนิด (ข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2554) 

 
ภาพที่ 1.4 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ประเภทมีขา (Peripheral: LQFP100) (ซ้าย) และผลิตภัณฑ์ประเภท

ไม่มีขา (MAP: VFBGA61) (ขวา) 
งานวิจัยนี้สนใจศึกษาผลิตภัณฑ์ประเภทมีขา (Peripheral) เน่ืองจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่

พัฒนามาตั้งแต่เร่ิมกิจการ มักเป็นไอซีที่มีฟังก์ชั่นพื้นฐานในเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เช่น วงจรวิทยุ วงจร
แปลงไฟ มีความซับซ้อนน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ประเภทไม่มีขา (Individual) ที่ต้องการฟังก์ชั่นของ
เคร่ืองจักรสูงกว่า เทคโนโลยีสูงกว่า นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ประเภทมีขา (Peripheral) ยังเป็นที่จับตา
มองของผู้บริหารมากในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีเก่า ความต้องการของลูกค้า และก าไรใน
การผลิตลดลงเร่ือยๆ จึงควรลดก าลังการผลิตของผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ให้เหมาะสมกับยอดการสั่ง
ผลิต และน าทรัพยากรไปลงทุนกับผลิตภัณฑ์ประเภทไม่มีขา (Individual) ดังนั้นการค านวณการ
ผลิตให้ถูกต้องจึงส าคัญต่อการพิจารณาลดจ านวนเคร่ืองจักรดังแผนภูมิภาพที่ 1.5  

งานวิจัยนี้เลือกผลิตภัณฑ์ประเภทมีขา 20 ชนิดจาก 261 ชนิดที่ผลิตในปัจจุบัน (ใน 20 
ชนิดน้ี มี 14 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้ LQFP100 LQFP48 LQFP64 LQFP80 QFP208 SDIP30 SOP14 
SOP16 SOP20 SOP28 SOP30 SSOP16 SSOP20 และ SSOP24) โดยเรียงล าดับชนิดที่มียอดการ
สั่งผลิตมากสุด ซึ่งครอบคลุม 87% ของยอดการสั่งผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดมีขาเฉลี่ยดังภาพที่ 1.6 
(ข้อมูลระหว่างเดือนเมษายน 2554 ถึงเดือนมีนาคม 2555) มาท าการศึกษาเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล
เวลา 
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ภาพที่ 1.5 แสดงยอดการสั่งผลิตระหว่างปี 2549 ถึงปี 2554 
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ภาพที่ 1.6 แผนภูมิแสดงยอดการสั่งผลิตของผลิตภัณฑ์กลุ่มมีขา (Peripheral) 
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ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมีความแตกต่างกันดังนี้ 
ก. ระดับกลุ่มผลิตภัณฑ์ คือ รูปร่างของผลิตภัณฑ์ เช่น LQFP100 หมายถึง Low-Profile 

Quad Flat Package ที่มีขา 100 ขา SOP24 หมายถึง Small-Outline Package ที่มีขา 24 ขา เป็นต้น 
รายละเอียดการเรียกชื่อของกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดูในตารางที่ 1.1 

ตารางที่ 1.1 ความหมายของกลุ่มผลิตภัณฑ์ 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ความหมาย 

SOP Small Outline Package 
SSOP Shrink Small Outline Package 
LQFP Low Profile Quad Flat Package 
QFP Quad Flat Package 
SDIP Skinny Dual Inline package 

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเดียวกัน จะมีรูปร่างลักษณะภายนอกเหมือนกัน จะมีจ านวนไอซี
ต่อลอตเท่ากัน ใช้ลีดเฟรมขนาดเดียวกัน มีจ านวนไอซีต่อลีดเฟรมเท่ากัน จึงใช้จ านวนลีดเฟรม
และแมกกาซีนต่อลอตการผลิตเท่ากัน 

           
        LQFP100   SOP24 

ภาพที่ 1.7 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์กลุ่ม LQFP100 และ SOP24 
ข. ระดับผลิตภัณฑ์ มีความแตกต่างกันในแต่ละชนิดผลิตภัณฑ์ ขนาดชิพ ขนาดเวเฟอร์ 

จ านวนชิพต่อเวเฟอร์ จ านวนชิพต่อไอซี (จ านวนชิพที่เป็นไปได้คือ 1-3 ชิพต่อไอซี) ซึ่งความ
แตกต่างเหล่านี้ ส่งผลต่อเวลาการท างานของผลิตภัณฑ์ 

งานวิจัยนี้มีเป้าหมายคือ ศึกษาเวลาการท างาน สร้างระบบเวลาที่ก าหนดไว้เพื่อพยากรณ์
เวลาการผลิตสินค้าใหม่ที่ยังไม่เคยผลิต ในส่วนกระบวนการติดได ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งใน
การผลิตชิพอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นวิธีมาตรฐานในการวางแผนก าลังการผลิต โดยศึกษาจาก
โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเลกทรอนิกส์ที่ใช้เคร่ืองจักรเป็นหลัก โดยเลือกศึกษาเฉพาะผลิตภัณฑ์
ประเภทมีขา 
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1.3 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 
1.3.1 จัดท าฐานข้อมูลเวลามาตรฐานในการท างานของการผลิตไอซี ของกระบวนการติดได 
ผลิตภัณฑ์กลุ่มไอซีมีขา ( Peripheral Products) ที่ท าการผลิตอยู่ในปัจจุบัน จ านวน 20 ชนิด
ผลิตภัณฑ์ 
1.3.2 ก าหนดวิธีการค านวณเวลามาตรฐานและก าลังการผลิตส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ 
 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 
1.4.1 ศึกษาเฉพาะโรงงานตัวอย่าง กระบวนการติดไดเท่านั้น (Die Bonding Process) 
1.4.2 ข้อมูลต่างๆต่อไปนี้ เป็นข้อมูลที่ทราบแน่นอนล่วงหน้า (Deterministic)  
 ข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์ จ านวนไอซีต่อลอตการผลิต ขนาด
ชิพของงานแต่ละชนิด จ านวนชิพต่อหนึ่งไอซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเวเฟอร์ จ านวนชิพที่มีในเว
เฟอร์แต่ละชนิด รุ่นเคร่ืองจักร ล าดับของชิพบนไอซี เป็นต้น 
1.4.3 ศึกษาเวลาเฉพาะผลิตภัณฑ์ไอซีชนิดมีขา ( Peripheral) ที่มีการผลิตรวมทั้งปีมากเป็นอันดับ 
1-20 ใช้เป็นฐานข้อมูลเวลา 
1.4.4 ศึกษาเฉพาะเคร่ืองจักรที่จัดการผลิตแบบไม่มีการเปลี่ยนชนิดผลิตภัณฑ์ (Fixed Machine) 
1.4.5 ศึกษาเฉพาะเวลาการท างานปกติของเคร่ืองจักรที่สภาพสมบูรณ์ ไม่นับรวบการรอวัตถุดิบ 
หรือรอพนักงาน ก าหนดให้พนักงานพร้อมท างานตามมาตรฐานการท างาน (work standard) 
ตลอดเวลา เคร่ืองจักรสามารถผลิตงานได้อย่างราบร่ืน ไม่นับรวมเวลาต่างๆที่นับรวมอยู่ในการคิด
ประสิทธิภาพเคร่ืองจักร 
1.4.6 พนักงานทุกคนท างานตามมาตรฐานการท างานด้วยความเร็วเท่ากัน 
1.4.7 เคร่ืองจักรรุ่นเดียวกัน ท างานด้วยความเร็วเท่ากัน ไม่มีความแตกต่างระหว่างเครื่องจักร 
1.4.8 เวเฟอร์แต่ละแผ่นมีสัดส่วนชิพดี 95.5% (ส่วนอ่ืนเป็นชิพที่อยู่ตามขอบไม่ครบชิ้นสี่เหลี่ยม 
และชิพที่เสีย) 
 
1.5 ผลท่ีได้รับ 
 
1.5.1 ฐานข้อมูลเวลามาตรฐานของกระบวนการติดได ส าหรับ 14 กลุ่มผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ Excel 
file 
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 1.5.2 แบบค านวนเวลามาตรฐานแบบพรีดีเทอร์มินส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ (หรือผลิตภัณฑ์เดิมที่ยัง
ไม่มีข้อมูลเวลา) ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ใน 14 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบ Excel file 
1.6 ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 
1.6.1 สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตหรือการท างานในอุตสาหกรรมอื่นที่มี
รูปแบบการผลิตกึ่งอัตโนมัติ หรือแบบอัตโนมัติได้ 
1.6.2 สามารถลดเวลาสูญเสียของผู้ศึกษาเวลาที่ต้องเสียไปในการจับเวลาแบบเดิม 
1.5.3 การวางแผนการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
1.7 แผนการด าเนินงานวิจัย 
 
 แผนการด าเนินงานวิจัย เป็นไปดังตารางที่ 1.2 
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ตารางที่ 1.2 แผนการด าเนินงานวิจัย 

กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
1. ศึกษาทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย              
2. ระบุที่มาของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการวิจัย และ

ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยรวมถึงข้อสมมติฐานต่างๆ 
             

3. ศึกษารายละเอียดของกระบวนการ ออกแบบการเก็บข้อมูล แตก
กระบวนการออกเป็นงานย่อย ก าหนดกิจกรรมของแต่ละงานย่อย 

             

4. เก็บข้อมูล บันทึกเวลาการท างานของแต่ละงานย่อย ขยายผลข้อมูล
ที่เก็บได้เป็นเวลาเบื้องต้น 

             

5. รวบรวมเวลาเบื้องต้นและจัดท าเวลามาตรฐาน              
6. จัดท าแบบค านวณเวลามาตรฐานแบบพรีดีเทอร์มินส าหรับ

ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
             

7. วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย              
8. จัดท ารูปเล่มวิทยานิพนธ์              

 

 



 
 

บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 
 การศึกษาการท างาน ( Work Study) คือการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานอย่างเป็น
ระบบ เพื่อให้ท างานได้เหมาะสม และสร้างมาตรฐานของการท างานนั้นๆ ประกอบไปด้วยสองส่วน
คือ การศึกษาวิธีการท างาน ( Motion Study หรือ Method Study) และ การศึกษาเวลา ( Time Study) 
ทั้งสองส่วนมีความสัมพันธ์กันมากในระบบการท างาน โดยการศึกษาวิธีการท างานช่วยให้ท างาน
ได้อย่างเหมาะสม เช่น ลดขั้นตอนหรือทรัพยากรที่ไม่จ าเป็นออก ลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการ
ท างาน ส่วนการศึกษาเวลาคือการสร้างมาตรฐานของการท างานเพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงานและ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงงาน (Barnes, 1980) 

การศึกษาเวลา เป็นสิ่งจ าเป็นในการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อให้การท างานมีมาตรฐาน 
โดยจะท าการศึกษาเวลาเมื่อเป็นงานใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการหรือวัตถุดิบบางอย่าง งานนั้น
เป็นกระบวนการคอขวด เกิดชิ้นงานรอระหว่างผลิตมาก ผลผลิตต่ า ต้นทุนสูง จ าเป็นต้องปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างาน หรือใช้เป็นเกณฑ์ในการจ่ายค่าแรงจูงใจให้กับพนักงาน (Kanawaty, 1992) 

การศึกษาเวลามีขั้นตอนดังน้ี (Barnes, 1980) 
ก. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับงาน รวมถึงสิ่งแวดล้อมของงาน 
ข. บันทึกรายละเอียดของการท างาน แบ่งงานออกเป็นงานย่อย 
ค. ระบุรายละเอียดของแต่ละงานย่อย ก าหนดกิจกรรมที่เกิดในงานย่อยนั้น  
ง. เก็บข้อมูลเวลาด้วยอุปกรณ์ (เช่น กล้องวีดีโอ นาฬิกาจับเวลา) บันทึกเวลาการท างานใน
แต่ละงานย่อย 
จ. หาจ านวนข้อมูลเวลาที่ต้องการจากระดับความเชื่อมั่นและความคลาดเคลื่อนที่ก าหนดไว้ 
หากการเก็บข้อมูลครั้งแรกไม่พอ ให้เก็บข้อมูลจนครบ 
ฉ. ขยายผลข้อมูลเวลาที่เก็บมาเป็นเวลาเบื้องต้น (basic times) 
ช. หาเวลาเผื่อต่างๆ รวมเข้ากับเวลาเบื้องต้น ก าหนดเป็นเวลามาตรฐาน 
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เวลามาตรฐานแบบพรีดีเทอร์มิน (Predetermined Time Standard) คือมาตรฐานเวลาที่สร้าง
ขั้นมาจากการศึกษาการท างาน จัดกลุ่มในรูปแบบตารางเวลาที่ครอบคลุมทุกรูปแบบของกิจกรรม
การท างาน มาตรฐานเวลามักใช้เพื่อวัดผลการท างาน เวลามาตรฐานแบบพรีดีเทอร์มิน ท าได้หลาย
วิธี ดังนี ้(Schmid, 1953) 

ก. Motion-Time-Analysis (MTA) 
ข. The Work Factor System 
ค.  Method Time Measurement (MTM) 
ง. Dimensional Motion Times (DMT) 
จ. Basic Motion Time Study (BMT) 
ส่วนใหญ่มักนิยมใช้วิธี MTM เพื่อวิเคราะห์การท างานละเอียดถึงระดับการเคลื่อนไหวของ

พนักงาน แต่ก็มีข้อจ ากัดหลายประการ ดังนี้ (Schmid, 1953) 
 ก. ตารางของแต่ละการเคลื่อนไหว อาจท าได้ไม่ถูกต้องแม่นย า  
 ข. ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าในแต่ละการเคลื่อนไหวมีเวลาคงที่ตายตัว ทั้งเมื่อท าต่อจากการ
เคลื่อนไหวก่อนหน้าหรือการส่งต่อไปยังการเคลื่อนไหวถัดไป 
 ค. การศึกษาเวลาด้วยนาฬิกาหรือเทคนิคอ่ืนๆ ยังเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการควบคุม
เคร่ืองจักรให้ท างาน 
 ง. การศึกษาเวลาในระดับการเคลื่อนไหว สามารถท าได้โดยไม่ต้องสัมผัสหน้างานจริง อาจ
ท าให้เกิดความผิดพลาดได้ เน่ืองจากงานที่วิศวกรศึกษาเวลาจะเป็นงานในอุดมคติมากเกินไป ไม่
สอดคล้องกับงานที่พนักงานท าจริง และหากลืมงานย่อยงานหนึ่งงานใดไปจะท าให้เวลามาตรฐาน
น้อยเกินกว่าความเป็นจริงหรือก าหนดงานซ้ าซ้อนเข้าไปท าให้เวลามาตรฐานมากกว่าความเป็นจริง 
 
การแบ่งงานออกเป็นงานย่อย 

การศึกษาเวลาควรระบุรายละเอียดของงาน กิจกรรมต่างๆให้ครบ  ละเอียดที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้ แต่ไม่ควรย่อยมากจนท าให้อ่านยาก งานย่อยควรมีจุดเร่ิมต้นและสิ้นสุดที่ชัดเจนเพื่อ
ความถูกต้องในการอ่านจากรอบการท างานหน่ึงไปยังรอบการท างานถัดไป เก็บข้อมูลเวลาหลายๆ
รอบจนครบจ านวนข้อมูลตามระดับความเชื่อมั่นและความคลาดเคลื่อนที่ก าหนด (Niebel, 1976) 

ชนิดของงานย่อย แบ่งออกเป็น 8 ชนิด ดังน้ี (Kanawaty, 1992) 
ก. งานย่อยที่เกิดขึ้นซ้ าๆ คืองานย่อยที่เกิดขึ้นทุกรอบการท างาน  
ข. งานย่อยที่เกิดเป็นคร้ังคราว คืองานย่อยที่ไม่เกิดทุกรอบการท างาน อาจเกิดขึ้นในช่วง
ปกติ หรือไม่ปกติก็ได้ เช่น การปรับแรงดึง การตั้งค่าเคร่ืองจักร เป็นต้น ถือเป็นส่วนหน่ึง
ของงาน 
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ค. งานย่อยคงที่ คืองานย่อยที่มีเวลาคงที่เมื่อท างานนั้น เช่น การเปิดเคร่ืองจักร การป้อน
วัตถุดิบเข้าเคร่ืองจักร 
ง. งานย่อยแปรผัน คืองานเวลาการท างานเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์กับ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ เคร่ืองจักร หรือกระบวนการ เช่นขนาด น้ าหนัก คุณภาพเป็นต้น  
จ. งานย่อยที่ใช้แรงงาน คืองานที่ท าโดยพนักงาน 
ฉ. งานย่อยที่ใช้เคร่ืองจักร คืองานที่เคร่ืองจักรท าโดยอัตโนมัติเป็นกระบวนการทาง
กายภาพ เคมี หรืออ่ืนๆ เมื่อเร่ิมงานแล้วจะท าไปจนเสร็จ หรือจนพนักงานสั่งหยุดก่อน 
ช. งานย่อยที่ปกครองงานอื่น ( governing element) คืองานที่ใช้เวลามากกว่างานอ่ืนในรอบ
การท างาน และท าไปพร้อมๆกับงานอื่น 
ซ. งานย่อยที่ไม่จ าเป็น คืองานย่อยที่พบในการท างานโดยไม่เกี่ยวกับการท างาน 
 
งานย่อยแต่ละงาน อาจมีชนิดของงานที่มากกว่าหนึ่งชนิด คือ อาจเป็นงานย่อยที่เกิดขึ้นซ้ าๆ 

งานย่อยที่ปกครองงานอื่น และงานย่อยที่ใช้เคร่ืองจักรได้พร้อมกัน การรวมเวลาของงานย่อยเพื่อ
ขยายผลเป็นเวลามาตรฐาน จึงควรพิจารณาให้ดีว่างานย่อยที่ได้แบ่งไปไม่ซ้ าซ้อนกับงานย่อยอื่นๆ 
ช่วงเวลาของแต่ละงานย่อยมีความต่อเน่ืองกันกล่าวคือ จุดเร่ิมของงานย่อยหนึ่งเป็นจุดเวลาเดียวกัน
กับงานย่อยถัดไป หากงานมีการท างานซับซ้อน การแบ่งงานย่อยในระดับการเคลื่อนไหวเช่น การ
หยิบปากกา มีงานย่อยคือ การเอ้ือมมือไปยังปากกา หยิบปากกา เคลื่อนที่มาข้างหน้า การจับเวลาแต่
ละงานย่อยอาจละเอียดเกินไป ท าได้ยากและไม่คุ้มที่จะท า จึงมักรวมงานย่อยเหล่านั้นเป็นกลุ่มงาน
เดียวคือการหยิบปากกา และจับเวลาตั้งแต่เร่ิมเอ้ือมมือไปยังปากกาจนเคลื่อนที่มาหยุดข้างหน้า 
 
ขนาดของข้อมูลที่ต้องเก็บ (Sample Size) (Barnes, 1980) 

เมื่อแบ่งงานย่อยและระบุรายละเอียดของงานย่อยได้แล้วก็จับเวลาของงานย่อย จ านวนของ
ข้อมูลที่ต้องเก็บ หากก าหนดระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อน ±5% ใช้สมการดังนี้ 
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  n    หมายถึง จ านวนข้อมูลที่ต้องเก็บ 
  n’    หมายถึง จ านวนข้อมูลที่อ่านได้ในการศึกษาเบื้องต้น 
  x  หมายถึง  ค่าที่อ่านได้ 

การรวมเวลาของงานย่อยหลายๆงานจะให้เวลามาตรฐานในหน่วยเวลาต่อชิ้น ขึ้นกับหน่วย
ที่ใช้วัดเวลา ในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มีรอบการท างานสั้นๆ (น้อยกว่าห้านาที) อาจก าหนดหน่วย
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เวลามาตรฐานเป็น วินาทีต่อชิ้น หรือ ชั่วโมงต่อหนึ่งร้อยชิ้น ตามความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะ
ท าให้น าข้อมูลไปใช้งานได้ง่าย เช่น มาตรฐานของการผลิตผลิตภัณฑ์หนึ่งๆใช้เวลา 3วินาทีต่อชิ้น 
จะอ่านค่าได้ง่ายกว่า 0.00833 ชั่วโมงต่อชิ้น หรือ 0.05นาทีต่อชิ้น(Niebel, 1976) 

ข้อมูลเวลามาตรฐานส่วนใหญ่มาจากข้อมูลมาตรฐานเวลาของงานย่อยจากการศึกษาเวลา 
และผ่านการยอมรับจากพนักงาน จัดท าเป็นคู่มือสามารถหาอ่านได้เมื่อต้องการ(Niebel, 1976) ผู้
ศึกษาเวลาสามารถอ้างอิงข้อมูลเวลามาตรฐานและทราบได้ว่าพนักงานและเคร่ืองจักร จะใช้เวลาใน
กระบวนการน้ันๆเท่าไหร่ ข้อมูลมาตรฐานเวลาเหล่านี้ควรเก็บในรูปแบบตาราง และจัดเก็บไว้เป็น
หมวดของเคร่ืองจักร กลุ่มผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการเพื่อใช้อ้างอิง ส่วนข้อมูลผันแปรอาจเก็บอยู่
ในรูปของสมการหรือแผนภูมิ 
 
2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 

ปัญหาการศึกษาเวลาท างาน มีการศึกษากันอย่างกว้างขวางในหลายวงการ  Soriguera และ
คณะ (2010) ศึกษาเวลาการเดินทางของรถยนต์บนทางด่วน มีจุดที่น่าสนใจคือวิธีการแบ่งช่วงเวลา
ของการเดินทาง แทนวิธีที่ใช้เวลาที่บันทึกได้จากเคร่ืองจ่ายเงินเพื่อการวิเคราะห์ เมื่อแบ่งเวลาในการ
เดินทางออกเป็นช่วงๆ ตั้งแต่ เวลาการจ่ายเงิน เวลาเร่งเคร่ืองยนต์เมื่อออกจากการจ่ายเงินจนกระทั่ง
เข้าสู่ช่วงความเร็วคงที่ เป็นต้น ท าให้ประมาณเวลาและวางแผนการจราจรบนทางด่วนได้ดีขึ้น Cone 
และคณะ  (1997) ศึกษาช่วงเวลาในการให้บริการของแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลโดยศึกษา
ช่วงเวลานับตั้งแต่รถพยาบาลน าคนไข้มาถึงโรงพยาบาล จนกระทั่งรถพยาบาลเตรียมพร้อมที่จะรับ
บริการรายต่อไปได้ มีหลักการในการแบ่งงานย่อยออกเป็น 5 งานย่อย 6 จุดสังเกตเวลา 

Ko และคณะ (2007) ศึกษาเวลามาตรฐานส าหรับการผลิตสินค้าหลายรูปแบบ และมีอายุ
ผลิตภัณฑ์สั้นๆ โดยแบ่งกลุ่มชนิดสินค้าตามลักษณะการใช้งาน และระดับความยากในการผลิต เพื่อ
ก าหนดเวลามาตรฐานในการผลิตในภาพรวม โดยใช้กรณีศึกษาจากโรงงานผลิตเคร่ืองครัว มี
จุดประสงค์เพื่อการจ่ายค่าแรงจูงใจให้พนักงานผลิต ตามจ านวนสินค้าแต่ละชนิดที่ผลิต อ้างอิงจาก
เวลามาตรฐาน และประสิทธิภาพในการผลิต   

Al-Saleh (2011) ศึกษาเวลามาตรฐานของสถานีการตรวจสอบรถยนต์ เพื่อปรับปรุงก าลัง
การผลิตของศูนย์การตรวจสอบรถยนต์ที่มี 10 สถานี แต่ละสถานีมีพนักงาน 5คน การท างาน  5
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่หนึ่ง การตรวจตัวถังภายนอกเพื่อยืนยันว่ารถถูกกฏหมายตามเอกสาร
ราชการและตรวจสอบภายนอก 40 รายการเช่น ล้อ หลอดไฟ กระจก และบันทึกผลลงคอมพิวเตอร์ 
ขั้นตอนที่สอง ตรวจสอบศูนย์ถ่วงของล้อหน้า ระบบเบรค ด้วยระบบอัตโนมัติ ขั้นตอนที่สาม ตรวจ
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ไฟหน้าและไอเสีย ขั้นตอนที่สี่ ตรวจชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับความปลอดภัย 25รายการและบันทึกผลลง
คอมพิวเตอร์ ขั้นตอนที่ห้าคอมพิวเตอร์ประมวลผลและพิมพ์รายงานการตรวจสภาพออกมาให้ผู้
ตรวจสอบอาวุโสลงชื่อและส่งให้พนักงานรับเร่ืองของศูนย์กลาง จากห้าขั้นตอนนี้ได้แตกงานแต่ละ
ขั้นตอนออกมาเป็นงานย่อยเพื่อวิเคราะห์การเคลื่อนไหวอย่างละเอียด สามารถลดงานที่ไม่จ าเป็นที่
เกิดขึ้นในกระบวนการคอขวด (ขั้นตอนที่หนึ่ง) ท าให้ได้ผลผลิตมากขึ้นคิดเป็น 174% และใช้
โปรแกรม ARENA ช่วยในการประมาณเวลามาตรฐานของการตรวจสภาพรถ 

Werf และคณะ (2009) ศึกษาเวลาการให้บริการในการฉายรังสีผู้ป่วยมะเร็งด้วยเทคโนโลยี
IMRT (Intensity Modulated Radiation Technology) ซึ่งเป็นวิทยาการสมัยใหม่ ราคาแพง เพื่อหา
เวลามาตรฐานส าหรับการให้การรักษาของแผนกรังสี Leuven ที่มีเคร่ืองฉายรังสีรุ่น Clinac 2100 
C/D จ านวน 5 เคร่ือง แต่ละเคร่ืองใช้พยาบาลและผู้เชี่ยวชาญ 3 คน โดยแบ่งกระบวนการฉายรังสี
ออกเป็นสองงานย่อย คือขั้นตอนการประกันคุณภาพด้วยเคร่ือง EPID (Electronic Portal Imaging 
Device) เพื่อก าหนดหาพิกัดของมะเร็ง และขั้นตอนการฉายรังสี IMRT ท าการศึกษาโดยใช้นาฬิกา
เร่ิมจับเวลาเมื่อผู้ป่วยมาถึงห้อง และเก็บข้อมูล สถานที่รักษา เทคนิคในการรักษา ข้อมูลผู้ป่วย เวลา
ที่ใช้ จ านวนชิ้นที่รักษา ชนิดล าแสงที่ใช้ (อิเล็กตรอน หรือ โฟตอน) และการใช้ EPID ท าการเก็บ
ข้อมูลการรักษา 324 คร้ังในเดือนมีนาคม 2551 จากนั้นทดสอบข้อมูลด้วย Student T-Test น าข้อมูล
การรักษาเปรียบเทียบกับการรักษาที่ไม่ต้องใช้เคร่ือง EPID และเปรียบเทียบการรักษาแบบ IMRT 
กับแบบทั่วไป (2มิต)ิ และการรักษาแบบสามมิติ ( 3D-CRT) ผลปรากฏว่า ถ้าจะใช้การรักษาด้วยวิธี
IMRT แทนวิธีทั่วไปและวิธี 3D-CRT ท าให้เวลามาตรฐานเพิ่มขึ้น 2.8 นาทีต่อคร้ัง (ใช้เคร่ือง EPID 
ทั้งหมด) ถ้าจะใช้เคร่ือง EPID ด้วย ท าให้เวลาเพิ่ม 5.7 นาที หรือคิดเป็น 57% 

Krulen และคณะ (2000) ศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหวในการอุดฟันด้วยเซรามิกเพื่อหา
ประสิทธิภาพการท างานและปัจจัยที่มีผลต่อเวลา ศึกษาคลีนิคตัวอย่าง การอุดฟัน 173 ครั้ง คนไข้ 
101 คน ระหว่างเดือน มกราคม 2539 ถึงเดือน พฤศจิกายน 2540 โดยหมอฟัน 7 คน ในกรณีที่คนไข้
ฟันผุ 2 จุด ให้ท าการอุดโดยหมอฟันคนเดียว ในการอุดฟัน ผู้ช่วยหมอฟันจับเวลาที่ใช้ในการรักษา
เฉพาะการอุดฟันแยกทีละจุด แบ่งงานย่อยออกเป็น 5 งาน คือการเตรียมโพรงฟัน การท าบริเวณ
โพรงฟันให้แห้ง การสร้างวัสดุอุดฟัน การน าวัสดุอุดชั่วคราวออก น าวัสดุอุดเซรามิกใส่ลงในโพรง
ฟัน และ การยึดวัสดุอุดกับโพรงฟัน การศึกษาเวลานี้ไม่สนใจเวลาเรียกผู้ป่วยมายังห้องรักษา การให้
ยาชา และการนัดแพทย์ จากผลการศึกษาพบว่า เวลาเฉลี่ยในการอุดฟันหนึ่งคร้ังใช้เวลา 125.4 นาที 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 31.6 และที่ช่วงความเชื่อมั่น 90% เวลาในการอุดฟันจุดหนึ่งจะอยู่ระหว่าง 
81.4-181.9 นาที ปัจจัยหลักที่ท าให้เวลาแตกต่างกันคือตัวหมอฟัน โดยพบว่าถ้าเป็นหมอฟันที่มี
ประสบการณ์มาก จะใช้เวลาอุดฟันเร็วกว่านักศึกษาทันตแพทย์ปีสุดท้าย 
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บทท่ี 3 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 
3.1 ศึกษาเวลาการท างาน 
3.1.1 ความเชื่อมโยงระหว่างผลิตภัณฑ์ปัจจุบันและในอนาคต 
 ผลิตภัณฑ์ใหม่จะเป็นการพัฒนาวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในไมโครชิพ เพื่อให้ได้ฟังก์ชั่น
การใช้งานที่แตกต่างกันไป เมื่อพัฒนาได้วงจรตามต้องการแล้ว ก็จะพิจารณาว่าควรจัดให้ผลิตภัณฑ์
ใหม่นี้ อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ใดในขั้นไอซี เพื่อให้มีขนาดและจ านวนขาเหมาะสมกับการใช้งาน 
ยกตัวอย่างเช่น ชิพส าหรับใส่ในทีวี จะเป็นชิพขนาดใหญ่ มักจัดให้อยู่ในกลุ่ม LQFP100 เพราะเป็น
กลุ่มที่มีพื้นที่วางชิพขนาดใหญ่ได้เหมาะกับพื้นที่วางชิพในบอร์ดทีวี หรือหากต้องการใส่หลายๆ
ฟังก์ชั่นลงไปในไอซีตัวเดียวกัน ก็จะท าเป็นไอซีที่มี 2 หรือ 3 ชิพในหนึ่งไอซี ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ใหม่
จะแตกต่างจากผลิตภัณฑ์เก่าที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกันเฉพาะส่วนของชิพ ได้แก่ ชนิดของชิพที่
ใช้ จ านวนชิพต่อเวเฟอร์ ขนาดเวเฟอร์บรรจุชิพ จ านวนชิพต่อ 1 ไอซี และล าดับของชิพที่จะน ามา
วางในไอซี (กรณีมีมากกว่า 1 ชิพต่อไอซี) โดยข้อมูลเหล่านี้ได้รับมาจากฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน ส่วนกระบวนการติดได มีขั้นตอนเหมือนกันในทุก
ผลิตภัณฑ์ แต่เวลาในแต่ละขั้นตอนแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ 
 
3.1.2 ประสิทธิภาพของเคร่ืองจักร 

ในกระบวนการผลิตของโรงงานตัวอย่าง มีการแบ่งเคร่ืองจักรออกเป็น 2 ประเภท คือ
เคร่ืองจักรที่ไม่มีการเปลี่ยนชนิดงาน ( Fixed Machine) เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตจ านวนมาก 
และเคร่ืองจักรที่ใช้ร่วมกันหลายผลิตภัณฑ์ (Shared Machine) เคร่ืองจักรที่กล่าวมาเบื้องต้น สามารถ
ตั้งให้เคร่ืองเป็นแบบ Fixed Machine หรือ Shared Machine ก็ได้ ขึ้นกับปริมาณงานในแผนการผลิต 
ในการวิจัยนี้จะศึกษาเฉพาะเคร่ืองจักรที่ไม่มีการเปลี่ยนชนิดงาน ซึ่งมีประสิทธิภาพเคร่ืองจักร 
(Machine Efficiency) 80% สรุปจากแบบฟอร์ม Operation Record ที่เคร่ืองจักรแต่ละเคร่ือง 
พนักงานและช่างเทคนิคจดบันทึกทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น น าข้อมูลมาเฉลี่ย 6 เดือน (ตุลาคม 2553 – 
มีนาคม 2554) สาเหตุที่เลือกศึกษาเฉพาะเคร่ืองจักรที่ไม่มีการเปลี่ยนชนิดงาน เพราะผลิตภัณฑ์ที่
เลือกมาศึกษา นับเป็น 20 ผลิตภัณฑ์ที่มียอดการสั่งผลิตสูงสุด (คิดเป็น 87%ของยอดการสั่งผลิต
ทั้งหมด) จึงถูกก าหนดให้ผลิตกับเคร่ืองจักรแบบไม่เปลี่ยนชนิดงาน เพื่อลดความซับซ้อนของเวลา
การตั้งค่าเคร่ืองจักรเพื่อเปลี่ยนชนิดงาน ( Type Change) ที่ใช้เวลามาก (ประมาณ 40 นาที) กล่าวคือ 
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เคร่ืองจักรที่ไม่มีการเปลี่ยนชนิดงาน มีการต้ังค่าเคร่ืองจักรเพื่อเปลี่ยนชนิดงาน เดือนละ 1 คร้ัง เพื่อ
ตรวจสอบโปรแกรมและอุปกรณ์ต่างๆ ส่วนเคร่ืองจักรที่ใช้ร่วมกันหลายผลิตภัณฑ์มีการตั้งค่า
เคร่ืองจักรเพื่อเปลี่ยนชนิดงานอยู่ตลอดเวลา ไม่มีแบบแผนแน่นอน อาจผลิตเพียงลอตเดียวหรือ
มากกว่านั้นแล้วเปลี่ยนชนิดงาน ดังแสดงในตารางที่ 3.1 
 เวลาที่สูญเสียไปของการผลิตของเคร่ืองจักรเคร่ืองหนึ่งๆ มีดังนี้ 

ก. เวลาพักรับประทานอาหาร : พนักงาน 2 กะ กะละ 45 นาที เป็นเวลา 11.30-12.15 น. และ 
23.30-00.45 น. 

ข. เวลาพักย่อย : พนักงาน 2 กะ กะละ 20 นาที เวลา 15.00-15.20 น. และ 3.00-3.20 น. 
ค. เวลาเปลี่ยนกะ : ประชุมเพื่อถ่ายทอดงานระหว่างกะ รายงานความคืบหน้าและปัญหาต่างๆ 

วันละ 2 คร้ัง ครั้งละ 15 นาที เวลา 6.30-6.45 น. และ 18.30-18.45 
ง. เวลาติดตั้ง /เปลี่ยนชนิด Die Bond Paste : แล้วแต่เวลาเปลี่ยนของแต่ละเคร่ืองจักร ก าหนด

รอบโดยช่างผู้รับผิดชอบเคร่ืองนั้นๆ โดยจะต้องเปลี่ยน Die Bond Paste ทุกๆ12 ชั่วโมง ใช้
เวลาครั้งละ 10 นาที 

จ. เคร่ืองจักรช ารุด และเวลาซ่อมเคร่ืองจักร : คิดจากเวลาเฉลี่ยที่เคร่ืองจักรหยุดท างาน
เน่ืองจากการเสีย และด าเนินการซ่อม ข้อมูลเฉลี่ยระหว่างเดือน ตุลาคม 2553 – มีนาคม 
2554 

ฉ. เวลาเปลี่ยนชนิดผลิตภัณฑ์ : ส าหรับเคร่ืองจักรที่ไม่มีการเปลี่ยนชนิดงาน จะท าการทดสอบ
โปรแกรมการท างานและตั้งค่าเคร่ืองจักร เดือนละ 1 คร้ัง ครั้งละ 40 นาที ซึ่งมีกระบวนการ
ท างานเหมือนการเปลี่ยนชนิดผลิตภัณฑ์ แต่ท าเพื่อทดสอบดูว่าเคร่ืองจักร อุปกรณ์ และ
ค าสั่งต่างๆยังใช้การได้ดีหรือไม่ 

ช. บ ารุงรักษาเคร่ืองจักรประจ าวัน : ตรวจสอบโดยช่างประจ าเคร่ือง ใช้เวลา 30 นาทีต่อวัน 
หากพบว่ามีอุปกรณ์ช ารุด ก็ซ่อม ปรับค่า หรือเปลี่ยนอุปกรณ์  มีรายการการตรวจสอบดังนี้ 

1. การตรวจสอบ CENTER ของ COLLET และ PLUNGER 
2. การปรับ PRE-PLUNGE UP OFFSET 
3. การตรวจสอบค่า PICK UP Z  TEACH OFFSET 
4. ตรวจสอบค่า PLUNGE UP LIFT 
5. Vacuum detection setting 
6. ตรวจสอบสภาพของ RUBBER TIP 
7. ท าความสะอาดราง (Rail Feeding) 
8. PRODUCT IPQC เป็นการตรวจสอบคุณภาพของงานก่อนที่จะปล่อยเครื่องจักร

ผลิตงานตามปกติ 
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ซ. บ ารุงรักษาเคร่ืองจักรประจ าสัปดาห์ : ตรวจสอบโดยช่างประจ าเคร่ือง ใช้เวลา 63 นาทีต่อ
สัปดาห์ ( 9 นาทีต่อวัน) หากพบว่ามีอุปกรณ์ใดช ารุด ก็ท าการซ่อม ปรับค่า หรือเปลี่ยน
อุปกรณ์นั้นๆ  โดยมีรายการการตรวจสอบดังนี้ 

1. การตรวจเช็คการเคลื่อนที่ของ ARM SLIDING SECTION 
2. การตรวจเช็ค TIMING BELT  
3. การตรวจเช็ค O-RING บนล้อของ ROLLER UNIT 
4. การตรวจสอบ AIR FILTER 
5. การตรวจสอบการท างานของชุด SLIDER 
6. การหล่อลื่นชุด SLIDING BALL BEARING และ LEAD SCREW 
7. ตรวจระยะห่างระหว่าง Frame pusher unloader กับ Leadframe 
8. ตรวจสภาพของ Frame pusher ให้มีความเหมาะสมส าหรับใช้งาน 
9. ตรวจสอบการท างานของ Sensor check magazine โดยดู Output signal 
10. การตรวจเช็ค VACUUM REGOLATOR 
11. การดูดฝุ่นตาม Unit ต่างๆให้สะอาดและเก็บเศษต่างๆที่ตกลงในเคร่ืองออก 
12. PRODUCT IPQC เป็นการตรวจสอบคุณภาพของงานก่อนที่จะปล่อยเครื่องจักร

ผลิตงานตามปกติ 
ฌ. บ ารุงรักษาเคร่ืองจักรประจ าเดือน : ตรวจสอบโดยช่างประจ าเคร่ือง ใช้เวลา 240 นาทีต่อ

เดือน ( 8 นาทีต่อวัน) หากพบว่ามีอุปกรณ์ใดช ารุด ก็ท าการซ่อม ปรับค่า หรือเปลี่ยน
อุปกรณ์นั้นๆ  โดยมีรายการการตรวจสอบดังนี้ 

1. การหล่อลื่นชุด PUSHER GUIDE ด้วยจารบี 
2. การหล่อลื่น LOCATING PIN ในส่วนของ UP/DOWN SLIDING 
3. การหล่อลื่นชุด DIE EJECTOR SECTION ชุด PLUNGE 
4. การตรวจเช็ค GAP OF RETAINER ว่ามีโยกหรือไม่ 
5. การหล่อลื่นชุด SLIDING BALL BEARING และ LEAD SCREW ของชุด

ELEVATOR  
6. การหล่อลื่นชุด SLIDING SECTION ของ CHUCK LEVEL HOLDER 
7. การเปลี่ยนจารบีที่บริเวณ BALL SCREW 
8. การดูดฝุ่นตาม Unit ต่างๆให้สะอาดและเก็บเศษต่างๆที่ตกลงในเคร่ืองออก 
9. PRODUCT IPQC เป็นการตรวจสอบคุณภาพของงานก่อนที่จะปล่อยเครื่องจักร

ผลิตงานตามปกติ 
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ตารางที่ 3.1 แสดงข้อมูลประสิทธิภาพของเคร่ืองจักร (Machine Efficiency) 
เวลาที่สูญเสียไปของการผลิต นาทีต่อวัน 

เวลาพักรับประทานอาหาร (วันละ 2 คร้ัง ครั้งละ 45 นาที) 90 
เวลาพักย่อย (วันละ 2 คร้ัง ครั้งละ 20 นาที) 40 
เวลาเปลี่ยนกะ (วันละ 2 คร้ัง ครั้งละ 15 นาที) 30 
เวลาติดตั้ง/เปลี่ยนชนิด Die Bond Paste (วันละ 2 คร้ัง ครั้งละ 10 นาที) 20 
เคร่ืองจักรช ารุด และเวลาซ่อมเคร่ืองจักร 58 
เวลาเปลี่ยนชนิดผลิตภัณฑ์ (เดือนละคร้ัง ครั้งละ 40 นาที) 1.3 
บ ารุงรักษาเคร่ืองจักรประจ าวัน 30 
บ ารุงรักษาเคร่ืองจักรประจ าสัปดาห์ 9 
บ ารุงรักษาเคร่ืองจักรประจ าเดือน 8 
รวม 286.3 
เวลาที่เคร่ืองจักรท าการผลิตจริงต่อวัน 1153.7 
ประสิทธิภาพเคร่ืองจักร 80% 

 
 กระบวนการติดได เป็นกระบวนการที่เน้นเคร่ืองจักรเป็นส่วนใหญ่ พนักงานมีหน้าที่ป้อน
งานเข้าเคร่ือง เก็บงานออกจากเคร่ือง เปลี่ยนวัตถุดิบต่างๆ และตรวจสอบงานเท่านั้น จึงคิดเป็นเวลา
ส่วนน้อยในการท างานทั้งหมด พนักงานแต่ละคน ประจ าเคร่ืองจักร 2-4 เคร่ือง ดังนั้นเวลาพักของ
พนักงานกะละ 65นาที จึงเพียงพอแล้ว ไม่จ าเป็นต้องก าหนดค่าเวลาเผื่อในการท างานเพิ่มอีก 
 
3.1.3 งานย่อย 
โดยทั่วไป การท างานมีความละเอียด 5 ระดับ (ผศ.ดร.เหรียญ บุญดีสกุลโชค, 2553) 

ก. ระดับการเคลื่อนไหว เป็นระดับที่เล็กที่สุด โดยทั่วไปนิยมน าทฤษฎี MTM-2 มา
ประยุกต์ใช้  
ข. ระดับงานย่อย (job element) คือการน าระดับการเคลื่อนไหวมาต่อกันจนเกิดกิจกรรม
สั้นๆ 
ค. ระดับ Process เป็นกิจกรรมของทั้งกระบวนการ เกิดจากการน างานย่อยมาต่อกัน  
ง. ระดับ Part เกิดจากการน า Process มาเรียงต่อๆกันจนเกิดเป็น part หรือ ชิ้นงานระหว่าง
ผลิต 
จ. ระดับ Product เป็นภาพรวมของทั้งสายการผลิตต้ังแต่เร่ิมต้นจนได้ผลิตภัณฑ์ 
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จากปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยแบ่งการกระบวนการติดไดเป็นระดับงานย่อย 15 งานดังแสดงใน
ตารางที่ 3.2 เน่ืองจากการแบ่งงานระดับการเคลื่อนไหวท าได้ยาก พนักงานจะต้องเคลื่อนไหวตาม
ท่าทาง (posture) ที่ก าหนดไว้เป็นวิธีที่แน่นอน (exact method) ซึ่งในความเป็นจริงแล้วแทบจะ
เป็นไปไม่ได้เลย เพราะพนักงานแต่ละคนมีท่าทางการท ากิจกรรมที่แตกต่างกัน (Crossan, 1972) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจกรรมที่ต้องใช้เวลานาน และไม่ใช่งานซ้ าๆ (repetitive jobs) พนักงานอาจ
สลับล าดับการเคลื่อนไหว ท าให้การแบ่งงานระดับการเคลื่อนไหวและก าหนดเป็นวิธีที่แน่นอนไม่
เหมาะกับกระบวนการน้ี 

 
งานย่อยทั้ง 15 งานนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดรหัสของแต่ละงาน ตามลักษณะงานและล าดับของ

งานดังนี้ 
ก. อักษรตัวแรก หมายถึงชนิดของงาน  
    N หมายถึง งานปกติ มีล าดับต่อจากงานก่อนหน้าโดยไม่มีเวลาทับซ้อนกัน 
    P หมายถึง งานที่ท าขนานกันไปกับงานอื่น ไม่น าเวลามาคิดในการหาเวลามาตรฐาน 
ข. อักษรตัวที่สอง บ่งบอกผู้กระท างานที่เป็นส่วนใหญ่ของงานนั้น 
    M หมายถึง เคร่ืองจักรเป็นหลักในการท างานย่อยนั้น 
    O หมายถึง พนักงานเป็นหลักในการท างานย่อยนั้น 
ค. ตัวเลขหลักที่ 3-4 บ่งบอกล าดับของงาน 
ง. หลังตัวเลขในข้อ ค. หากเป็นงานที่เกิดขึ้นเฉพาะกับเคร่ือง Double Load หรือ เฉพาะ
กระบวนการ ติดชิพล าดับที่ 2 หรือ 3 ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีมากกว่า 1 ชิพ จะใช้ตัวอักษร 
DL ก ากับไว้ด้านหลัง 
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ตารางที่ 3.2 งานย่อยในกระบวนการติดได 
รหัส ชื่องาน จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด รายละเอียดของงาน 

NO1 เปิดลอตการผลิต 
พนักงานยืนอยู่ที่ชั้นวาง
งาน เร่ิมเอื้อมมือหยิบ lot 

card 
วางปากกา 

พนักงานยืนอยู่ที่ชั้นวางงาน เอ้ือมมือหยิบลอตการ์ด 
เดินน าลอตการ์ดไปสแกนบาร์โค้ด และคีย์ข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์ เพื่อบันทึกเวลาเปิดลอต จากนั้นเดิน

กลับมาที่โต๊ะ กรอกเอกสาร วางปากกา 

NO2 
ป้อนแมกกาซีนเปล่าเข้า

เคร่ือง 

พนักงานเร่ิมเอื้อมมือหยิบ
แมกกาซีนเปล่าจากชั้นวาง

วัตถุดิบ 
หยุดยืนที่ชั้นวางวัตถุดิบ 

พนักงานหยิบแมกกาซีนเปล่าจากชั้นวางวัตถุดิบ วาง
บนแท่นวางแมกกาซีนที่หน้าเคร่ือง ครั้งละ 2 แมกกา
ซีน ปิดตัวล็อคแมกกาซีนและเดินกลับมาที่ชั้นวาง

วัตถุดิบ 

NO3 ป้อนเวเฟอร์เข้าเคร่ือง 

พนักงานเร่ิมเอื้อมมือไปที่
กล่องเวเฟอร์ที่ผ่านการตัด
ชิพจากกระบวนการก่อน

หน้า 

กดปุ่มเร่ิมท างาน 

เปิดกล่องเวเฟอร์ที่ผ่านการตัดชิพจากกระบวนการ
ก่อนหน้า หยิบขึ้นมา 1 แผ่นด้วยสองมือ ตรวจสอบ

ด้วยสายตาว่าเรียบร้อยดี เดินไปที่หน้าตัวเคร่ือง เปิดฝา
ครอบเคร่ือง น าเวเฟอร์ใส่ไปที่จานวางเวเฟอร์ ปิดฝา

ครอบเคร่ือง กดปุ่มเร่ิมท างาน 
*ตัวหนา หมายถึงจุดเวลาที่เร่ิมจับเวลา 
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ตารางที่ 3.2 งานย่อยในกระบวนการติดได (ต่อ) 
รหัส ชื่องาน จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด รายละเอียดของงาน 

NO4 ป้อนลีดเฟรมเข้าเคร่ือง 
พนักงานเร่ิมก้มลงเพื่อ
หยิบกล่องลีดเฟรม 

หยุดยืนหน้าชั้นวางวัตถุดิบ 

พนักงานก้มลงหยิบกล่องลีดเฟรมเปล่าจากชั้นวาง
วัตถุดิบ ชั้นล่าง เปิดกล่อง แกะห่อลีดเฟรม (1ห่อ มี 40 
ลีดเฟรม) แกะตามจ านวนที่ต้องใช้ในลอตนั้นๆ วาง
บนโต๊ะก่อน เมื่อได้จ านวนที่ต้องการแล้ว เก็บกล่อง 
แล้วหยิบลีดเฟรม วางในแท่นวางลีดเฟรมในตัวเคร่ือง 

และหันกลับมาที่ชั้นวางวัตถุดิบ 

NO4DL 
ป้อนแมกกาซีน (งานที่ได้
จากการวางชิพตัวก่อน

หน้า) เข้าเคร่ือง 

พนักงานเร่ิมก้าวเดินจาก
หน้าเคร่ืองไปที่ชั้นวาง

วัตถุดิบ 
ปิดตัวลอคของแมกกาซีนสุดท้ายเสร็จ 

พนักงานเดินจากหน้าเคร่ืองไปที่ชั้นวางวัตถุดิบ หยิบ
แมกกาซีน ที่เสร็จจากการวางชิพตัวก่อนหน้า (กรณี
เป็นงาน Multichip (2 in 1, 3 in 1)) ยกคร้ังละ 1 แมก
กาซีน เดินน ามาใส่ ช่องใส่แมกกาซีนที่เคร่ืองจักร ปิด

ตัว ล็อคของแต่ละแมกกาซีน 
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ตารางที่ 3.2 งานย่อยในกระบวนการติดได (ต่อ) 
รหัส ชื่องาน จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด รายละเอียดของงาน 

NO5 
เปลี่ยน 

Die Bond 
Paste 

พนักงานเร่ิมก้าวเดิน
จากเคร่ืองไปที่ตู้เก็บ 

Die Bond Paste 
หยุดยืนที่หน้าเคร่ือง 

พนักงานเดินจากเคร่ืองไปเตรียม Die Bond paste โดยเทียบจาก 
Command Sheet จากตู้เก็บ Die Bond Paste เช็ดหลอดก่อนใช้
งาน ถอดหลอด Die Bond Paste ออกจากที่ยึดหลอดโดยคลาย
เกลียวที่ยึดหลอดและ Nozzle ออก (หมุนทวนเข็มนาฬิกา) น า
หลอด Die Bond Paste ออกจาก Die Bond Paste Unit บิดสาย  
Syringe Cap (หมุนทวนเข็ม) แล้วถอดสายออกจากหลอดDie 
Bond Paste น าตัว Detector ออกจากหลอด Die Bond Paste 

ถอด Nozzle แยกออกจากหลอด Die Bond Paste โดยการหมุน
ทวนเข็มนาฬิกา ใส่ Nozzle ตัวใหม่เข้าไปแทนโดยการหมุนตาม
เข็มนาฬิกา น าตัว Detector ใส่เข้าไปในหลอด Die Bond Paste 
น าสาย Syringe Cap ประกอบเข้ากับหลอด  Die Bond Paste 

แล้วล็อคหลอดให้สนิท ท าการ Test Pressure เพื่อไล่อากาศที่อยู่
ภายใน Nozzle โดยการกดที่ปุ่ม Dispense Manual ไปที่ “ON” 
จนสังเกตุเห็น Die Bond Paste ไหลออกมา แล้วหยุดใช้ผ้าเช็ด
ท าความสะอาดให้เรียบร้อย กดปุ่มป้อนค าสั่งให้หัว Nozzle 

กลับสู่ต าแหน่งพร้อมท างาน น าหลอด Die Bond Paste ใช้แล้ว
ไปทิ้งที่กล่องข้างเครื่องจักร เดินกลับมาหน้าเคร่ือง 
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ตารางที่ 3.2 งานย่อยในกระบวนการติดได (ต่อ) 
รหัส ชื่องาน จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด รายละเอียดของงาน 

NM6 
เคร่ืองเร่ิม verify & run 

program การท างาน 
กดปุ่ม Loader 

ลีดเฟรมอันแรกถูกวางลงใน Rack 
(Magazine เข้าสู่ต าแหน่งพร้อม

ท างาน) 

กดปุ่ม Loader แล้วกดปุ่ม Autorun เคร่ืองจักรเร่ิม 
verify & run program การท างานให้ แขนหยิบลีด
เฟรมเคลื่อนที่มาแตะที่ลีดเฟรมอันแรก ยกขึ้นและ

เคลื่อนที่มาวางใน Rack พร้อมท างาน (หรือ Magazine
ที Loading Unit เคลื่อนที่เข้าสู่ต าแหน่งพร้อมท างาน) 

NM7 
การทา Die Bond Paste 

บนลีดเฟรมแรก 
ลีดเฟรมอันแรก อยู่ใน
ต าแหน่งพร้อมท างาน 

Nozzle วางชิพลงบนลีดเฟรมใน
ต าแหน่งของไอซีตัวที่ 1 แถวที่ 1 

เคร่ืองป้อนลีดเฟรมอันแรกเข้าหาหัว Die Bond Paste 
Nozzle เพื่อหยอดกาว Die Bond Paste ทีละตัว เรียง
เป็นแถว จากนั้น เลื่อนต าแหน่งไปแถวถัดไป จนเสร็จ
แถวที่ 9 (เฉพาะกลุ่ม : SSOP24P) ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับ
ที่ Nozzle อีกอันหน่ึงหยิบ ชิพจากเวเฟอร์ มาวางลง
บน ลีดเฟรมในต าแหน่งของไอซีตัวที่ 1 แถวที่ 1 

PM8 
การทา Die Bond Paste 

บนลีดเฟรม 

Nozzle หยอดกาว Die 
bond paste ลงบนลีดเฟรม 
คู่ขนานไปกับการวางชิพ
บนลีดเฟรมของอีก Nozzle 

ยกหัว Nozzle ขึ้นถึงต าแหน่งปกติ 

Nozzle หยอดกาว Die bond paste ลงบนลีดเฟรม 
คู่ขนานไปกับการวางชิพบนลีดเฟรมของอีก Nozzle 
เมื่อเสร็จ 1 แถว ลีดเฟรมเลื่อนไปตามราง หยอดกาว
แถวต่อไปเร่ือยๆ จนกระทั่ง เสร็จสิ้นการหยอดกาวบน
ลีดเฟรมแถวสุดท้ายของลีดเฟรมอันสุดท้ายของลอต 

ยกหัว nozzle ขึ้น 
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ตารางที่ 3.2 งานย่อยในกระบวนการติดได (ต่อ) 
รหัส ชื่องาน จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด รายละเอียดของงาน 

NM9 
การหยิบชิพจากเวเฟอร์มา

วางบนลีดเฟรม 
Nozzle วางชิพตัวที่ 1 ของ
แถวที่ 1 บนลีดเฟรม 

ชิพตัวที่1 ของลีดเฟรมถัดไป 
ถูกวางลงบนลีดเฟรม 

Nozzle วางชิพตัวที่ 1 ของแถวที่ 1 บนลีดเฟรม จากนั้นหยิบ
ชิพตัวต่อไป วางบนลีดเฟรม ท าไปเร่ือยๆ จนกว่าจะครบทั้ง
ลีดเฟรม ลีดเฟรมฟีดต่อไป จนกระทั่งชิพตัวที่1 ของลีดเฟรม

ถัดไป ถูกวางลงบนลีดเฟรม 

PO10 การตรวจสอบงาน 
พนักงานเร่ิมเอื้อมมือหยิบ

Tweezer 
พนักงานคีบลีดเฟรมใส่ช่อง
เดิมในแมกกาซีนเสร็จ 

เมื่องานลีดเฟรม ที่ 1, 20 และ 40 ของแต่ละแมกกาซีนเสร็จ 
พนักงานหยิบ Tweezer มาคีบลีดเฟรม เดินไปตรวจงานที่โต๊ะ
ตรวจงาน ถ้าไม่มีปัญหาก็เดินกลับมาคีบลีดเฟรมใส่ช่องเดิม 

NO11 การเปลี่ยนเวเฟอร์ 
Machine : เมื่อหยิบชิพตัว

สุดท้ายเสร็จ 
พนักงานกดปุ่ม start 

เคร่ืองจักร : เมื่อหยิบชิพตัวสุดท้ายเสร็จ แท่นรองเวเฟอร์
เคลื่อนที่ในแนวแกน X-Y จนสุด จากนั้นเลื่อนตัวออกมายัง
ต าแหน่งส าหรับเปลี่ยนเวเฟอร์ เคร่ืองส่งสัญญาณเตือน 

พนักงาน : กดหยุดเคร่ือง เปิดฝาครอบเคร่ือง ใช้มือทั้งสอง
ข้างหยิบเวเฟอร์ออกมาตรวจด้วยตา เดินไปยังชั้นเก็บวัตถุดิบ 
เก็บเวเฟอร์ใส่กล่องเวเฟอร์ใช้แล้ว เปิดกล่องเวเฟอร์ใหม่ หยิบ
เวเฟอร์ขึ้นมาตรวจด้วยตาเปล่า เดินมาที่เคร่ืองจักร น าเวเฟอร์

ใส่ไปที่จานวางเวเฟอร์ ปิดฝาครอบเคร่ือง กดปุ่ม start 
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เมื่อแบ่งงานย่อย ก าหนดจุดเร่ิมและจุดสิ้นสุดของแต่ละงานย่อยได้อย่างชัดเจนแล้ว ก็จับ
เวลาของแต่ละงานย่อย ส าหรับทั้ง 20 ผลิตภัณฑ์ที่เลือกมาศึกษา โดยก าหนดจ านวนตัวอย่างที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อน ±5% ใช้สมการดังนี้ 
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n หมายถึง จ านวนข้อมูลที่ต้องเก็บ 
n’ หมายถึง จ านวนข้อมูลที่อ่านได้ในการศึกษาเบื้องต้น 

  x หมายถึง ค่าที่อ่านได้ 
ตัวอย่างเช่น งานย่อย NO1 ของ ผลิตภัณฑ์ A เก็บเวลาเบื้องต้น 6 คร้ัง ได้แก่ 254, 216, 233, 

230, 215, 235 วินาที ตามล าดับ น าข้อมูลมาแทนค่าในสมการ 
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งานย่อย NO1 ส าหรับผลิตภัณฑ์ A ต้องเก็บข้อมูลเวลา 6 คร้ัง 
 
ในวิจัยนี้ ได้หาค่า n ของแต่ละงานย่อยของทั้ง 20 ผลิตภัณฑ์ที่เก็บข้อมูลเวลา และใช้ค่า n ที่

มากที่สุดที่ค านวนได้ เช่น งานย่อย NO1 ค านวณค่าตัวอย่างที่ต้องเก็บได้ตามตารางที่ 3.3 ก็จะเก็บค่า
เวลาของงานย่อย 6 คร้ังส าหรับทุกผลิตภัณฑ์ 
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ตารางที่ 3.3 จ านวนตัวอย่างที่ค านวนได้ของงานย่อย NO1 
ผลิตภัณฑ์ จ านวนตัวอย่าง 

A 6 
B 4 
C 3 
D 2 
E 2 
F 3 
G 3 
H 2 
I 2 
J 3 
K 2 
L 2 
M 3 
N 2 
O 1 
P 6 
Q 3 
R 3 
S 4 
T 2 
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3.2 ผลการศึกษาเวลา 
 
3.2.1 งานย่อย NO1 เปิดลอตการผลิต 

ผลการจับเวลาของงานย่อย NO1 เป็นไปดังตารางที่ ข.1 ในภาคผนวก ก เมื่อพิจารณา
ความสัมพันธ์ของเวลา ในแต่ละผลิตภัณฑ์ พบว่างานย่อย NO1 ใช้เวลาการผลิตเท่ากันทุกผลิตภัณฑ์ 
เวลาเฉลี่ยเท่ากับ 231.3 วินาที ดังภาพที่ 3.1 
3.2.2 งานย่อย NO2 ป้อนแมกกาซีนเปล่าเข้าเครื่อง 
 ผลการจับเวลาของงานย่อย NO2 เป็นไปดังตารางที่ ข.2 ในภาคผนวก ก เวลาของงานย่อย 
NO2 แปรผันตามจ านวนแมกกาซีนต่อลอตดังภาพที่ 3.2 
3.2.3 งานย่อย NO3 ป้อนเวเฟอร์เข้าเครื่อง 

ผลการจับเวลาของงานย่อย NO3 เป็นไปดังตารางที่ ข.3 ในภาคผนวก ก เมื่อพิจารณา
ความสัมพันธ์ของเวลา ในแต่ละผลิตภัณฑ์ พบว่างานย่อย NO3 ใช้เวลาการผลิตเท่ากันทุกผลิตภัณฑ์ 
เวลาเฉลี่ยเท่ากับ 17.4 วินาที ดังภาพที่ 3.3 
3.2.4 งานย่อย NO4 ป้อนลีดเฟรมเข้าเครื่อง 
 งานย่อยนี้จะเกิดต่อเมื่อเป็นไอซีที่มีชิพเดียว หรือเป็นชิพล าดับแรกส าหรับไอซีที่มีชิพ 2-3 
ตัว ผลการจับเวลาของงานย่อย NO4 เป็นไปดังตารางที่ ข.4 ในภาคผนวก ก เวลาย่อยของงาน NO4 
แปรผันตามจ านวนลีดเฟรมต่อลอตการผลิต ดังภาพที่3.4 
3.2.5 งานย่อย NO4DL ป้อนแมกกาซีน (งานท่ีได้จากการวางชิพตัวก่อนหน้า) เข้าเคร่ือง 
 งานย่อยนี้จะเกิดต่อเมื่อเป็นไอซีที่มี 2 หรือ 3 ชิพต่อไอซี ซึ่งจะเกิดเฉพาะกระบวนการติด
ชิพตัวที่ 2 หรือ 3 บนลีดเฟรมเท่านั้น จากผลิตภัณฑ์ที่ยกมาศึกษา มี 4 ผลิตภัณฑ์ที่มีจ านวนชิพ
มากกว่า 1 ชิพต่อไอซี ดังตารางที่ 3.4 

ตารางที่ 3.4 ผลิตภัณฑ์ที่มีจ านวนชิพต่อไอซีมากกว่าหนึ่ง (Multi-chip IC) 
กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ จ านวนชิพต่อไอซ ี

LQFP100 A 2 
LQFP100 C 3 
LQFP80 F 2 
SOP30 P 2 

 ผลการจับเวลาของงานย่อย NO4DL เป็นไปดังตารางที่ ข.5 ในภาคผนวก ก เวลาของงาน
ย่อย NO4DL เท่ากันทุกผลิตภัณฑ์ ดังภาพที่3.5 
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ภาพที่ 3.1 เวลาของงานย่อย NO1 
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ภาพที่ 3.2 เวลาของงานย่อย NO2 
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ภาพที่ 3.3 เวลาของงานย่อย NO3 
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ภาพที่ 3.4 เวลาของงานย่อย NO4 
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ภาพที่ 3.5 เวลาของงานย่อย NO4DL 

 
3.2.6 งานย่อย NO5 เปลี่ยน Die Bond Paste 

ผลการจับเวลาของงานย่อย NO5 เป็นไปดังตารางที่ ข.6 ในภาคผนวก ก ความสัมพันธ์
ของเวลา ในแต่ละผลิตภัณฑ์ พบว่างานย่อย NO5 ใช้เวลาการผลิตเท่ากันทุกผลิตภัณฑ์ เวลาเฉลี่ย
เท่ากับ 160.9 วินาที ดังภาพที่ 3.6 
3.2.7 งานย่อย NM6 เครื่องเร่ิม Verify & Run program การท างาน 

ผลการจับเวลาของงานย่อย NM6 เป็นไปดังตารางที่ ข.7 ในภาคผนวก ก เวลาของงานย่อย 
NM6 แปรผันตามกลุ่มผลิตภัณฑ์และล าดับชิพ ดังภาพที่ 3.7  

เมื่อพิจารณาในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกัน พบว่า หากเป็นชิพล าดับที่ 2 หรือ 3 จะใช้เวลาน้อย
กว่าชิพล าดับที่ 1 ดังภาพที่ 3.8  
3.2.8 งานย่อย NM7 การทาDie Bond Paste บนลีดเฟรมแรก 

ผลการจับเวลาของงานย่อย NM7 เป็นไปดังตารางที่ ข.8 ในภาคผนวก ก เวลาของงานย่อย 
NM6 แปรผันตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังภาพที่ 3.9 
3.2.9 งานย่อย PM8 การทาDie Bond Paste บนลีดเฟรม 
 งานย่อย PM8 เป็นงานที่ท าขนานไปกับงานย่อย NM9 เร่ิมท างานนี้พร้อมกับงาน NM9 
และงานเสร็จสิ้นก่อน NM9 จึงไม่น าเวลามารวมในเวลามาตรฐาน 
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ภาพที่ 3.6 เวลาของงานย่อย NO5 
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ภาพที่ 3.7 เวลาของงานย่อย NM6
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ภาพที่ 3.8 เวลาของงานย่อย NM6 ของผลิตภัณฑ์กลุ่ม LQFP100 (บน)  

LQFP80 (กลาง) และ SOP30 (ล่าง) 
  

0

10

20

30

1 1 2 2 3

A C A C C

วิน
าท
ี

งานย่อย NM6 กลุ่ม LQFP100

ล าดับชิพ

ผลิตภัณฑ์

0

10

20

30

1 2 1

F F G

วิน
าท
ี

งานย่อย NM6 กลุ่ม LQFP80

ล าดับชิพ

ผลิตภัณฑ์

0

5

10

15

1 2

P P

วิน
าท
ี

งานย่อย NM6 กลุ่ม SOP30

ล าดับชิพ

ผลิตภัณฑ์



39 
 

 
ภาพที่ 3.9 เวลาของงานย่อย NM7 
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3.2.10 งานย่อย NM9 การหยิบชิพจากเวเฟอร์มาวางบนลีดเฟรม 
 เวลาที่เก็บค่ามา เป็นเวลาการท างานต่อ 1 ลีดเฟรม เวลาของงานย่อย NM9 ส าหรับทั้งลอต
การผลิต จะต้องน าเวลาที่เก็บมาคูณด้วยจ านวนลีดเฟรมต่อลอตการผลิต 

ผลการจับเวลาของงานย่อย NM9 เป็นดังตารางที่ ข.9 ในภาคผนวก ก. 
เวลาของงานย่อย NM9 แปรผันตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังภาพที่ 3.10   แสดงเวลาการท างาน

ต่อหนึ่งลีดเฟรม และภาพที่ 3.11 แสดงเวลาการท างานของทั้งลอตการผลิต 
3.2.11 งานย่อย PO10 การเปลี่ยนเวเฟอร์ 

งานย่อย PO10 เป็นการตรวจสอบงานโดยหยิบลีดเฟรมที่ 1, 20 และ 40 ของแต่ละแมก
กาซีนเพื่อตรวจคุณภาพด้วยสายตา งานย่อยนี้เป็นงานที่ท าไปพร้อมๆกับงานย่อย NM9 (งานย่อย 
PO10 เกิดขึ้นหลัง NM9 และเสร็จสิ้นก่อน NM9) จึงไม่น าเวลามาคิดรวมในการหาเวลามาตรฐาน
3.2.12 งานย่อย NO11 การเปลี่ยนเวเฟอร์ 

ผลการจับเวลาของงานย่อย NO11 แสดงในตารางที่ ข.10 ในภาคผนวก ก. 
เวลาของงานย่อย ขึ้นกับจ านวนคร้ังของการเปลี่ยนเวเฟอร์ที่เกิดขึ้นในหนึ่งลอตผลิต 

จ านวนคร้ังของการเปลี่ยนเวเฟอร์ขึ้นกับจ านวนไอซีต่อลอตผลิต จ านวนชิพที่มีอยู่บนเวเฟอร์
วัตถุดิบ และอัตราส่วนชิพดีของเวเฟอร์ เช่น ผลิตภัณฑ์ E มีจ านวนไอซีต่อลอตผลิต 1600 ไอซี 
จ านวนชิพต่อเวเฟอร์ 1285 ตัว อัตราส่วนชิพดีร้อยละ95 จะท าให้ชิพบน 1 เวเฟอร์ สามารถใช้ได้ 
1220 ตัว ดังนั้นจะต้องใช้เวเฟอร์ 2 แผ่น ท าให้ต้องมีการเปลี่ยนเวเฟอร์ 1 คร้ัง  

การเก็บข้อมูลเวลาของการเปลี่ยนเวเฟอร์ ดังตารางที่ ข.10 เป็นเวลาของการเปลี่ยนเวเฟอร์ 
1 คร้ัง แสดงให้เห็นว่าใช้เวลาไม่ต่างกันในแต่ละผลิตภัณฑ์ เวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 30.1 วินาที ดังแสดงใน
ภาพที่ 3.12 แต่จ านวนคร้ังการเปลี่ยนเวเฟอร์แตกต่างกัน ขึ้นกับจ านวนไอซีต่อหนึ่งลอต ชิพดีที่อยู่
ในเวเฟอร์ ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์มีจ านวนชิพต่อหนึ่งเวเฟอร์ไม่เท่ากัน โดยจ านวนชิพดีเฉลี่ยของทุก
ผลิตภัณฑ์อยู่ที่ร้อยละ95.5 

ดังนั้น หากน าเวลาการเปลี่ยนเวเฟอร์ของแต่ละผลิตภัณฑ์มาคูณด้วยจ านวนคร้ังที่เปลี่ยนเว
เฟอร์ จะได้เวลารวมของงานย่อย NO11 ดังภาพที่ 3.13 
3.2.13 งานย่อย NM12 การจบลอต (เครื่องจักร) 

ผลการจับเวลาของงานย่อย NM12 เป็นไปดังตารางที่ ข.11 ในภาคผนวก ก. ซึ่งเวลาแปรผัน
ตามกลุ่มของผลิตภัณฑ์ ดังภาพที่ 3.14 
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ภาพที่ 3.10 เวลาของงานย่อย NM9 ต่อหนึ่งลีดเฟรม 
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ภาพที่ 3.11 เวลาของงานย่อย NM9 ต่อลอตการผลิต 
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ภาพที่ 3.12 เวลาของงานย่อย NO11 การเปลี่ยนเวเฟอร์ 1 คร้ัง 

 
 
 

 
ภาพที่ 3.13 เวลารวมของงานย่อย NO11 ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีงานย่อยนี้เกิดขึ้น 
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ภาพที่ 3.14 เวลาของงานย่อย NM12 
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3.2.14 งานย่อย NO13 การจบลอต (พนักงาน, ขั้นตอนท่ี 1) 

ผลการจับเวลาของงานย่อย NO13 เป็นไปดังตารางที่ ข.12 ในภาคผนวก ก. เวลาของงาน
ย่อย NO13 แปรผันตามจ านวนแมกกาซีนต่อลอตการผลิต ดังภาพที่ 3.15 
3.2.15 งานย่อย NO14 การจบลอต (พนักงาน, ขั้นตอนท่ี 2) 

ผลการจับเวลาของงานย่อย NO14 เป็นไปดังตารางที่ ข.13 ในภาคผนวก ก. เวลาของงาน
ย่อย NO14 แปรผันตามจ านวนแมกกาซีนต่อลอตการผลิต ดังภาพที่ 3.16 
3.2.16 งานย่อย NM15 การข้ามชิพเสีย 

ผลการจับเวลาของงานย่อย NM15 เป็นไปดังตารางที่ ข.14 ในภาคผนวก ก. เวลาที่แสดงใน
ตารางที่ ข.14 เป็นเวลาการข้ามชิพ 1 ตัว โดยเคร่ืองจะข้ามชิพตัวที่เสีย สแกน และหยิบชิพตัวต่อไป 
เวลาการข้ามชิพ 1 คร้ังเท่ากันในทุกผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.41 วินาที ดังภาพที่ 3.17 (แกน
นอนแสดงชนิดผลิตภัณฑ์) หากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจ านวนชิพมากกว่า1 จะก ากับล าดับชิพไว้หลังชื่อ
ผลิตภัณฑ์ เช่น A2 หมายถึง ผลิตภัณฑ์ A ล าดับชิพที่ 2  

จ านวนคร้ังที่ข้ามชิพ ขึ้นอยู่กับจ านวนไอซีต่อลอตผลิต ซึ่งมีจ านวนเท่ากันในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เดียวกัน และจ านวนชิพเสียที่อยู่ในเวเฟอร์ โดยอัตราส่วนชิพดีของเวเฟอร์และจ านวน
ไอซีต่อหนึ่งลอตผลิต (ในวิจัยนี้ ก าหนดให้อัตราส่วนชิพดีของเวเฟอร์(yield) เป็นค่าคงที่ ร้อยละ 
95.5 ดังนั้นเวลาของงานย่อยจะสัมพันธ์กับกลุ่มผลิตภัณฑ์อย่างเดียว) ได้เวลาของงานย่อย NM15 
ทั้งหมด ดังภาพที่ 3.18  
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ภาพที่ 3.15 เวลาของงานย่อย NO13 
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ภาพที่ 3.16 เวลาของงานย่อย NO14 
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ภาพที่ 3.17 เวลาของงานย่อย NM15 หนึ่งคร้ัง 
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ภาพ 3.18 เวลาของงานย่อย NM15 
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บทท่ี 4 

 

การจัดท าข้อมูลเวลามาตรฐาน 

 

4.1 ฐานข้อมูลเวลามาตรฐาน 

 เมื่อท าการเก็บข้อมูลเวลาของงานย่อยแต่ละงาน ก็น าข้อมูลที่ได้จากข้อ 3 มาขยายผลเป็น

ฐานข้อมูลเวลามาตรฐาน โดยฐานข้อมูลประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้ 

4.1.1 งานย่อย และรายละเอียดของงานย่อย 

 ระบุจุดเร่ิมต้น จุดสิ้นสุด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละงานย่อยดังตารางที่ 3.2 เพื่อเป็น

มาตรฐานในการจับเวลา โดยสามารถเปลี่ยนแปลงนิยามและรายละเอียดของงานย่อยได้ในอนาคต 

หากมีการท างานที่เพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนไปจากการท างานในปัจจุบัน  

4.1.2 ข้อมูลเวลาของแต่ละงานย่อย 

 แบ่งตามความสัมพันธ์ของแต่ละงานย่อยที่สร้างขึ้นจากข้อมูลเวลาที่เก็บได้ โดยจะแบ่งงาน

ย่อยตามความสัมพันธ์ของเวลาเป็น 7 กลุ่ม 

ก. กลุ่มที่ 1 เวลาของงานย่อยเท่ากันในทุกผลิตภัณฑ์ ได้แก่ งานย่อย NO1 งานย่อย NO3 

และ งานย่อย NO5 โดยมีเวลาเฉลี่ยของแต่ละงานย่อยดังตารางที่ 4.1 

ตารางที่ 4.1 เวลามาตรฐานของงานย่อยกลุ่มที่ 1 

ผลิตภัณฑ์ งานย่อย (วินาท)ี เวลารวม (วินาท)ี 
NO1 NO3 NO5 

ทุกผลิตภัณฑ์ 231.3 17.4 160.9 409.6 
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ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใด จะมีเวลาของงานย่อย NO1 งานย่อย NO3 และงานย่อย 

NO5 รวมกันเท่ากับ 409.6 วินาที 

ข. กลุ่มที่ 2 เวลาของงานย่อยเท่ากันในผลิตภัณฑ์ที่ใช้จ านวนแมกกาซีนต่อลอตผลิตเท่ากัน 

ซึ่งจ านวนแมกกาซีนต่อลอตผลิต เป็นไปตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้วย กล่าวคือ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์

เดียวกัน แมกกาซีนต่อลอตผลิตจะเท่ากันดังแสดงในตารางที่ 4.2 งานย่อยที่มีความสัมพันธ์เวลาจัด

อยู่ในกลุ่มนี้  ได้แก่ งานย่อย NO2 งานย่อย NO13 และงานย่อย NO14 เวลาเฉลี่ยของแต่ละงานย่อย

ดังตารางที่ 4.3 

ตารางที่ 4.2 จ านวนแมกกาซีนต่อลอตผลิตของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ 

กลุ่ม จ านวนแมกกาซีนต่อลอตผลิต 

LQFP100 2 
LQFP48 1 
LQFP64 2 
LQFP80 2 
QFP208 5 
SDIP30 4 
SOP14 2 
SOP16 2 
SOP20 2 
SOP28 2 
SOP30 2 

SSOP16 4 
SSOP20 2 
SSOP24 4 
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ตารางที่ 4.3 เวลามาตรฐานของงานย่อยกลุ่มที่ 2 

 
เวลาของงานย่อย (วินาท)ี เวลารวม 

NO2 NO13 NO14 

จ า
นว

นแ
มก

กา
ซีน

 1 16.5 17.0 256.0 289.5 
2 18.4 30.5 261.8 310.7 
4 36.6 66.2 282.9 385.7 
5 53.3 90.3 287.3 430.9 

 

 ตัวอย่างจากตาราง พบว่า หากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจ านวน 2 แมกกาซีนต่อลอตผลิต จะมีเวลา

เฉลี่ยรวมของงานย่อย NO2 งานย่อย NO13 และงานย่อย NO14 เท่ากับ 310.7 วินาที 

ค. กลุ่มที่ 3 เวลาของงานย่อยแตกต่างกันไปตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกันมี

เวลาของงานย่อยเท่ากัน ได้แก่ งานย่อย NM7 งานย่อย NM9 งานย่อย NM12 และงานย่อย NM15 

ดังตารางที่ 4.4 
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ตารางที่ 4.4 เวลามาตรฐานของงานย่อยกลุ่มที่ 3 

กลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ 

เวลาของงานย่อย (วินาท)ี เวลา

รวม NM7 NM9 NM12 NM15 
LQFP100 25.2 2187.9 38.8 23.6 2275.5 
LQFP48 49.2 1982.5 59.2 25.6 2116.4 
LQFP64 30.0 2038.2 35.0 29.5 2132.7 
LQFP80 30.3 2655.3 40.3 29.5 2755.4 
QFP208 12.3 2951.8 38.2 44.3 3046.6 
SDIP30 14.0 2526.3 27.7 35.4 2603.4 
SOP14 65.0 5293.0 79.7 70.8 5508.5 
SOP16 64.5 5279.8 79.5 70.8 5494.7 
SOP20 64.8 5332.5 79.5 70.8 5547.7 
SOP28 29.7 2528.0 45.5 35.4 2638.6 
SOP30 27.5 2310.8 41.5 35.4 2415.2 

SSOP16 108.5 18099.5 83.8 124.0 18415.8 
SSOP20 38.8 3291.7 55.0 62.0 3447.5 
SSOP24 27.2 6558.8 79.5 82.7 6748.1 

 

 ตัวอย่างจากตารางที่ 4.4 หากผลิตภัณฑ์ตัวอย่างอยู่ในกลุ่ม SOP30 จะมีเวลาของงานย่อย 

NM7 งานย่อย NM9 งานย่อย NM12 และงานย่อย NM15 รวมกันเท่ากับ 2415.2 วินาที 

ง. กลุ่มที่ 4 เวลาของงานย่อยขึ้นกับจ านวนลีดเฟรมที่ใช้ต่อลอตการผลิต ซึ่งจ านวนลีดเฟรม

นี้ ก็จะเป็นไปตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้วย ดังตารางที่ 4.5 และเวลาของงานย่อย NO4 มีค่าดังตารางที่ 4.6 
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ตารางที่ 4.5 จ านวนลีดเฟรมในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ 

กลุ่ม จ านวนลีดเฟรมต่อลอตการผลิต 

LQFP100 80 
LQFP48 40 
LQFP64 80 
LQFP80 80 
QFP208 200 
SDIP30 160 
SOP14 80 
SOP16 80 
SOP20 80 
SOP28 80 
SOP30 80 

SSOP16 160 
SSOP20 80 
SSOP24 160 

 

ตารางที่ 4.6 เวลามาตรฐานของงานย่อยกลุ่มที่ 4 

NO4 
จ านวนลีดเฟรมต่อลอตผลิต 

40 80 160 200 

เวลา (วินาท)ี 67.8 73.3 85.5 91.3 
 

 หากเป็นงานที่อยู่ในกลุ่ม SSOP16 จะมีจ านวน 160 ลีดเฟรมต่อลอตผลิต และมีเวลาของ

งานย่อย NO4 เท่ากับ 85.5 วินาที 

 จ. กลุ่มที่ 5 เวลาของงานย่อยขึ้นกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ และล าดับชิพบนไอซี โดยมีเวลาเฉลี่ย

ของงานย่อยNM6 ดังตารางที่ 4.7 
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ตารางที่ 4.7 เวลามาตรฐานของงานย่อยกลุ่มที่ 5 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ชิพล าดับท่ี 1 ชิพล าดับท่ี 2 และ 3 

LQFF100 24.4 12.5 
LQFP48 14.3 - 
LQFP64 21.8 - 
LQFP80 21.9 13.5 

QFP208 16.8 - 
SDIP30 9.7 - 
SOP14 13.7 - 
SOP16 13.7 - 
SOP20 13.3 - 
SOP28 11.8 - 
SOP30 11.7 11 

SSOP16 15.2 - 
SSOP20 15.2 - 
SSOP24 12.5 - 

 

ฉ. กลุ่มที่ 6 เวลาของงานย่อยขึ้นกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ และล าดับชิพบนไอซี แต่ต่างกับกลุ่มที่ 

5 เพราะงานนี้ไม่ได้เกิดในทุกลอตผลิต จะเกิดขึ้นเฉพาะ การติดชิพล าดับ 2 และ 3 บนไอซีเท่านั้น 

ได้แก่งาน NO4DL โดยมีเวลาเฉลี่ยของงานย่อย เท่ากันคือ 23.3 วินาทีต่อลอตผลิต 

ช. กลุ่มที่ 7 เวลาของงานย่อยที่เกิดขึ้น 1 คร้ังเท่ากันทุกผลิตภัณฑ์ คือ 30.1 วินาที แต่จ านวน

คร้ังของงานย่อย ที่เกิดขึ้นในแต่ละลอตผลิต ไม่เท่ากัน ขึ้นกับจ านวนไอซีต่อลอตผลิต และจ านวน

ชิพบนเวเฟอร์ที่เป็นวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์นั้น ได้แก่งานย่อย NO 11 คือการเปลี่ยนเวเฟอร์เมื่อชิพ

บนเวเฟอร์ถูกหยิบไปวางบนไอซีหมดแล้ว จ านวนคร้ังที่งานย่อย NO11 เกิดขึ้น จะค านวณได้จาก 

จ านวนไอซีต่อลอตผลิต(มีค่าเท่ากันในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังตารางที่ 4.8) หารด้วยจ านวนชิพดีที่

มีอยู่ในเวเฟอร์ (ในการศึกษานี้ ก าหนดให้อัตราส่วนชิพดีเป็นร้อยละ95) จะได้จ านวนเวเฟอร์ที่ต้อง

ใช้ส าหรับลอตผลิตนี้ จากนั้นลบหนึ่ง (เวเฟอร์แรก รวมอยู่ในงาน NO3) จากนั้นปัดตัวเลขขึ้นเป็น

จ านวนเต็ม จะได้จ านวนคร้ังที่ต้องท าการเปลี่ยนเวเฟอร์ ยกตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ E อยู่ในกลุ่ม 
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LQFP64 ซึ่งมีจ านวน 1600 ไอซีต่อลอตผลิต เวเฟอร์ที่เป็นวัตถุดิบมีจ านวน 1285 ชิพต่อเวเฟอร์ คิด

เป็นชิพดี 1221 ตัว ดังนั้นการผลิตลอตนี้ ต้องใช้เวเฟอร์ทั้งหมด 1.2 แผ่น จึงมีงานย่อย NO1 เกิดขึ้น 

1 คร้ัง คิดเป็นเวลา 30.1 วินาที ดังตารางที่ 4.9 

ตารางที่ 4.8 จ านวนไอซีต่อลอตผลิตแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 

กลุ่ม จ านวนไอซีต่อลอตผลิต 

LQFP100 1280 
LQFP48 1440 
LQFP64 1600 
LQFP80 1600 
QFP208 2400 
SDIP30 1920 
SOP14 3840 
SOP16 3840 
SOP20 3840 
SOP28 1920 
SOP30 1920 

SSOP16 6720 
SSOP20 3360 
SSOP24 4480 

 

ตารางที่ 4.9 เวลามาตรฐานของงานย่อย NO11 

ผลิตภัณฑ์ เวลาของงานย่อย NO11 (วินาท)ี 

ทุกผลิตภัณฑ์ 30.1 
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4.2 แบบค านวณเวลามาตรฐานพรีดีเทอร์มินส าหรับกระบวนการติดได 

เวลามาตรฐานที่ได้จากหัวข้อ 4.1 น ามาเป็นฐานข้อมูลในการสร้างระบบเวลาที่ก าหนดไว้

เพื่อค านวณก าลังการผลิตของผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 2007 โดย

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในฐานข้อมูลเป็นไปดังภาพที่ 4.1 เมื่อป้อนข้อมูลกลุ่มผลิตภัณฑ์ 

โปรแกรมจะดึงข้อมูล จ านวนไอซีต่อลอตผลิต จ านวนลีดเฟรมต่อลอตผลิต และจ านวนแมกกาซีน

ต่อลอตผลิตจากฐานข้อมูล จากนั้น ป้อนข้อมูล จ านวนชิพต่อเวเฟอร์ จ านวนชิพต่อไอซี และล าดับ

ชิพ จะได้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อการค านวณเวลาการท างานแบบพรีดีเทอร์มิน โดยดึงข้อมูล

จากฐานข้อมูลเวลางานของงานย่อยแต่ละกลุ่ม 

 

ภาพที่ 4.1 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 
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หลักการค านวณเวลาพรีดีเทอร์มิน แสดงในภาพที่  4.2 กล่าวคือ หากเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 

หรือ ผลิตภัณฑ์เก่าที่ยังไม่มีข้อมูลเวลาการผลิตที่จับเวลาจริง หรือ ผลิตภัณฑ์เก่า มีเวลาการผลิตที่จับ

เวลาจริงแต่บันทึกเวลาก่อนปี 2554 จะต้องค านวณก าลังการผลิตจากเวลาพรีดีเทอร์มิน หากไม่อยู่

ในเงื่อนไขนี้ ก็ให้ใช้เวลาการผลิตที่จับจริง  

การค านวณเวลาพรีดีเทอร์มิน เร่ิมจาก รวมเวลาของงานย่อยกลุ่มที่ 1 ซึ่งทุกผลิตภัณฑ์มีค่า

เท่ากัน จากนั้น ดึงข้อมูลจ านวนแมกกาซีนต่อลอตผลิต เพื่อเลือกค่าเวลาของงานย่อยกลุ่มที่  2 จาก

ฐานข้อมูลเวลาการผลิตของกลุ่มที่ 2 จากนั้น ดึงข้อมูลกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อเลือกค่าเวลาของงานย่อย

กลุ่มที่ 3 จากฐานข้อมูลเวลาการผลิตของกลุ่มที่ 3 จากนั้นพิจารณาว่าเป็นชิพล าดับที่ 1 หรือเป็นไอซี

ที่มีชิพ 1 ตัวหรือไม่ ถ้าใช่ จะต้องผ่านงานย่อย NO4 โดยดึงข้อมูลจ านวนลีดเฟรมจากลอตผลิตเพื่อ

เลือกค่าเวลาของงานย่อยกลุ่มที่ 4 จากฐานข้อมูล หากเป็นชิพล าดับที่ 2 หรือ 3 จะไม่ผ่านงาน NO4 

แต่ จะผ่านงาน NO4DL ก็จะรวมเวลาของงานย่อยกลุ่มที่ 6 ได้เลย จากนั้น ดึงข้อมมูลกลุ่มผลิตภัณฑ์

และล าดับชิพเพื่อเลือกค่าเวลาของงานย่อยกลุ่มที่ 5 จากฐานข้อมูล แล้วดึงข้อมูลจ านวนชิพต่อเว

เฟอร์และกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อค านวณเวลาของงานย่อยกลุ่มที่ 7 (งาน NO11) จากสูตรค านวณ แล้ว

สรุปผลเป็นเวลาพรีดีเทอร์มินเพื่อค านวณก าลังการผลิตต่อไป 
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ภาพที่ 4.2 แผนภาพแสดงการหาเวลาการผลิต 



60 

 

ภาพที่ 4.3 รูปแบบการแสดงผลเวลาพรีดีเทอร์มิน 

 เมื่อต้องการหาเวลามาตรฐานแบบพรีดีเทอร์มิน อาจเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือผลิตภัณฑ์ที่มี

อยู่แล้วแต่ยังไม่มีข้อมูลเวลามาตรฐาน ผู้ใช้งานกรอกชื่อผลิตภัณฑ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ จ านวนชิพต่อเว

เฟอร์ จ านวนชิพต่อไอซี ล าดับชิพ และเส้นผ่านศูนย์กลางของเวเฟอร์ จากนั้นโปรแกรมจะดึงข้อมูล

ที่ต้องการจากตารางแสดงปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องกับเวลาการผลิต (ตารางที่ ค.1 ในภาคผนวก ค.) 

เพื่อเป็นจุดต้ังต้นดึงเวลาจากฐานข้อมูล ผลลัพธ์ที่ได้จากการหาเวลามาตรฐานแบบพรีดีเทอร์มินคือ

เวลารวมที่ใช้ต่อลอตผลิต ซึ่งน าไปค านวณหาก าลังการผลิตต่อไป 

 

 



61 

4.3 ผลการวิจัย 
 

วิธีการเปรียบเทียบวิธีการประมาณเวลาการผลิตแบบใหม่กับวิธีปัจจุบัน ท าโดยการจับเวลา

การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น นอกเหนือจาก 20 ผลิตภัณฑ์ที่น ามาท าฐานข้อมูล มาเปรียบเทียบกับเวลาที่ได้

จากระบบการหาเวลามาตรฐานแบบพรีดีเทอร์มินที่สร้างขึ้น โดยการทดสอบที ( Paired T-Test) 

แบบสองทางส าหรับเวลาเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ แต่ละชนิด ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  

การจับเวลาการผลิตจริง  14 กลุ่มผลิตภัณฑ์ จ านวนชิพต่อไอซี 3 กลุ่ม โดยก าหนดจ านวน

ตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อน ±5% ได้ผลดังนี ้

4.3.1 เวลาที่วัดจากการผลิตจริง 

การจับเวลาการผลิตจริง  14 กลุ่มผลิตภัณฑ์ จ านวนชิพต่อไอซี 3 กลุ่ม โดยก าหนดจ านวน

ตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อน ±5% ยกตัวอย่างเช่น ตารางที่ 4.10 แสดง

เวลาการผลิตจริงของกลุ่ม LQFP48 ส่วนกลุ่มอื่นๆ แสดงไว้ในภาคผนวก ง 

ตารางที่ 4.10 เวลาการผลิตจริงของกลุ่ม LQFP48 (1 ชิพต่อไอซี) 

กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ จ านวนชิพต่อไอซ ี ล าดับชิพ ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 เฉลี่ย จ านวนตัวอย่าง 

LQFP48 LQFP48-1 1 1 3072 2942 3007 0.7 

LQFP48 LQFP48-2 1 1 2891 2996 2943.5 0.5 

LQFP48 LQFP48-3 1 1 2915 2897 2906 0.0 

LQFP48 LQFP48-4 1 1 2798 2967 2882.5 1.4 

LQFP48 LQFP48-5 1 1 2938 3011 2974.5 0.2 

LQFP48 LQFP48-6 1 1 2773 3165 2969 7.0 

LQFP48 LQFP48-7 1 1 2762 2962 2862 2.0 

LQFP48 LQFP48-8 1 1 2755 2733 2744 0.0 
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4.3.2 ผลการเปรียบเทียบเวลาการผลิตจริงกับเวลาพรีดีเทอร์มิน 

 จากข้อมูลเวลาจริงเฉลี่ย เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับเวลาพรีดีเทอร์มินที่ค านวณได้ของกลุ่ม 

LQFP48 ได้ผลดังตารางที่ 4.11 ผลการเปรียบเทียบของกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหมดแสดงในภาคผนวก จ  

ตารางที่ 4.11 เปรียบเทียบเวลาผลิตจริงและเวลามาตรฐานแบบพรีดีเทอร์มิน กลุ่ม LQFP48 

ผลิตภัณฑ์ เวลาจริง เวลาพรีดีเทอร์มิน ความแตกต่าง 
สัมประสิทธิ์ 
ความแตกต่าง 

เปอร์เซนต์ 
ความแตกต่าง 

LQFP48-1 3007.0 2920.9 -86.1 86.1 2.9% 
LQFP48-2 2943.5 2920.9 -22.6 22.6 0.8% 
LQFP48-3 2906.0 2920.9 14.9 14.9 0.5% 
LQFP48-4 2882.5 2920.9 38.4 38.4 1.3% 
LQFP48-5 2974.5 2897.6 -76.9 76.9 2.6% 
LQFP48-6 2969.0 2920.9 -48.1 48.1 1.6% 
LQFP48-7 2862.0 2920.9 58.9 58.9 2.1% 
LQFP48-8 2744.0 2897.6 153.6 153.6 5.6% 

 

น าเวลาที่ได้จากการจับจริงและเวลาพรีดีเทอร์มินมาทดสอบทีแบบจับคู่ ( Paired T-Test) 

แบบสองทางส าหรับเวลาเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ แต่ละชนิด ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ได้ผลดังตารางที่ 

4.12 สรุปได้ว่ายอมรับสมมติฐานหลัก ( H0) ส าหรับทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ คือค่าเฉลี่ยของเวลาการ

ท างานจริงกับเวลาที่ค านวณจากระบบพรีดีเทอร์มินไม่แตกต่างกัน  และเปอร์เซนต์ความแตกต่าง

เฉลี่ยของทุกกลุ่มอยู่ในช่วง 1-6% โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีเปอร์เซนต์ความแตกต่างมากที่สุดคือกลุ่ม 

SOP20 และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีเปอร์เซนต์ความแตกต่างน้อยที่สุดคือกลุ่ม LQFP100 ชนิด 3 ชิพต่อ

ไอซี 
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ตารางที่ 4.12 ผลการทดสอบทีแบบจับคู่ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ชิพต่อไอซ ี จ านวนผลิตภัณฑ์ เปอร์เซนต์ความแตกต่างเฉลี่ย P-Value 
LQFP100 3 1 1% 0.69 
LQFP100 2 3 2% 0.92 
LQFP100 1 9 2% 0.17 
LQFP48 1 8 2% 0.89 
LQFP64 1 10 3% 0.44 
LQFP80 2 3 4% 0.91 
LQFP80 1 10 3% 0.89 
QFP208 1 5 2% 0.46 
SDIP30 2 3 2% 0.41 
SDIP30 1 8 4% 0.83 
SOP16 1 7 3% 0.69 
SOP20 1 7 6% 0.17 
SOP28 1 8 5% 0.63 
SOP30 2 6 3% 0.91 
SOP30 1 8 4% 0.27 

SSOP16 1 10 3% 0.71 
SSOP20 1 9 4% 0.91 
SSOP24 1 10 3% 0.24 
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บทท่ี 5 

 

สรุปผลการวิจัย 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 งานวิจัยนี้น าระบบการค านวณเวลามาตรฐานแบบพรีดีเทอร์มินมาใช้เพื่อแก้ปัญหาการ

ประเมินเวลาผลิตที่ผิดพลาด เนื่องจากการประเมินเวลาของผลิตภัณฑ์ใหม่แบบเดิม ใช้

ประสบการณ์ของผู้ค านวณก าลังการผลิตหรือวิศวกร ซึ่งไม่มีหลักการหรือแบบแผนที่แน่นอน ท า

ให้ประเมินเวลามาตรฐานผิดไปจากความเป็นจริง  

โรงงานตัวอย่างที่ศึกษา เป็นโรงงานผลิตไอซี โดยเลือกกระบวนการติดไดขึ้นมาศึกษาเน่ืองจากเมื่อ

เทียบผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเดียวกันเอง พบว่ากระบวนการเชื่อมลวดวงจร และกระบวนการติดได มี

ความผันแปรของเวลามากที่สุด ส่วนกระบวนการอ่ืนไม่แตกต่างกันในกลุ่มผลิตภัณฑ์ สามารถ

อ้างอิงเวลาจากผลิตภัณฑ์อื่นในกลุ่มเดียวกันได้ นอกจากนี้ เวลาการผลิตในกระบวนการเชื่อมลวด

วงจรมีปัจจัยในการผลิตอ่ืนๆเช่น วิธีการเชื่อม ความหนาของลวดทอง จ านวนเส้นไวร์ เป็นต้นซึ่ง

เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถรู้ก่อนการผลิตเป็นเวลานาน จะรู้ก็ถึงขั้นตอนการผลิตสินค้าตัวอย่าง จึงไม่

สามารถท านายเวลาการผลิตล่วงหน้าระยะยาวได้ แต่กระบวนการติดได จะทราบข้อมูลล่วงหน้า

ระยะยาวเพราะต้องก าหนดวัตถุดิบหลัก (เวเฟอร์) ล่วงหน้าเป็นเวลานานประมาณ 3 ป ี

งานวิจัยนี้ เลือกผลิตภัณฑ์ไอซีกลุ่มมีขา ( Peripheral) มาศึกษาเน่ืองจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้ม

การผลิตลดลงในอนาคตเนื่องจากเป็นไอซีที่มีฟังก์ชั่นพื้นฐานและเร่ิมล้าสมัย จึงควรปรับลดก าลัง

การผลิตให้เหมาะสม โดยเลือกผลิตภัณฑ์ประเภทมีขา 20 ผลิตภัณฑ์ จาก 14 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ซึ่งมี

ยอดการสั่งผลิตมากที่สุด (ข้อมูลระหว่างเดือนเมษายน 2554 ถึงเดือนมีนาคม 2555) 

การวิจัยด าเนินตามขั้นตอนดังน้ี  
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1.  ศึกษาเวลาการท างาน : ศึกษากระบวนการติดไดอย่างละเอียด และแบ่งเวลาของ

กระบวนการติดไดเป็นงานย่อย 15 งานย่อย โดยก าหนดจุดเร่ิมต้น จุดสิ้นสุด และรายละเอียดของ

งานอย่างละเอียด เก็บข้อมูลเวลาในแต่ละงานย่อยของ 20 ผลิตภัณฑ์ที่ยกมาศึกษาตามจ านวน

ตัวอย่างที่ต้องการที่ระดับความเชื่อมั่น 95% สรุปความสัมพันธ์ของเวลาและปัจจัยในการผลิตของ

แต่ละงานย่อย 

2.  จัดท าฐานข้อมูลเวลามาตรฐาน : โดยแบ่งเป็นสองส่วนคือ ส่วนรายละเอียดงานย่อย เป็น

ส่วนที่ระบุรายละเอียด จุดเร่ิมต้น และจุดสิ้นสุดของแต่ละงานย่อยเพื่อเป็นมาตรฐานในการท างาน

และจับเวลา และอีกส่วนหน่ึงคือการขยายผลข้อมูลเวลาของแต่ละงานย่อย สรุปเป็น 7 กลุ่มของงาน

ย่อยแบ่งตามความสัมพันธ์ เพื่อเป็นฐานการค านวณเวลา ดังนี้ 

ก. กลุ่มที่ 1 เวลาของงานย่อยเท่ากันในทุกผลิตภัณฑ์ 

ข. กลุ่มที่ 2 เวลาของงานย่อยเท่ากันในผลิตภัณฑ์ที่ใช้จ านวนแมกกาซีนต่อลอต

ผลิตเท่ากัน โดยจ านวนแมกกาซีนต่อลอตผลิต ก็จะเป็นไปตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 

ค. กลุ่มที่ 3 เวลาของงานย่อยแตกต่างกันไปตามกลุ่มผลิตภัณฑ์  

ง. กลุ่มที่ 4 เวลาของงานย่อยขึ้นกับจ านวนลีดเฟรมที่ใช้ต่อลอตการผลิต ซึ่งจ านวน

ลีดเฟรมนี้ ก็จะเป็นไปตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 

จ. กลุ่มที่ 5 เวลาของงานย่อยขึ้นกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ และล าดับชิพบนไอซี 

ฉ. กลุ่มที ่6 เวลาของงานย่อยขึ้นกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ และล าดับชิพบนไอซี แต่ต่าง

กับกลุ่มที่ 5 เพราะงานนี้ไม่ได้เกิดในทุกลอตผลิต จะเกิดขึ้นเฉพาะ การติดชิพ

ล าดับ 2 และ 3 บนไอซีเท่านั้น 

ช. กลุ่มที ่7 เวลาของงานย่อยที่เกิดขึ้น 1 คร้ังเท่ากันทุกผลิตภัณฑ์ คือ 30.1 วินาที 

แต่จ านวนคร้ังของงานย่อย ที่เกิดขึ้นในแต่ละลอตผลิต ไม่เท่ากัน ขึ้นกับจ านวน

ไอซีต่อลอตผลิต และจ านวนชิพบนเวเฟอร์ที่เป็นวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์  

3. จัดท าระบบค านวณเวลามาตรฐานแบบพรีดีเทอร์มินส าหรับกระบวนการติดได เป็นการ

ผูกสูตรค านวณเวลาจากเวลามาตรฐานที่ได้ในข้อ 2 เมื่อผู้ใช้ใส่ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ ได้แก่  
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กลุ่มผลิตภัณฑ์ จ านวนชิพต่อเวเฟอร์ จ านวนชิพต่อไอซี และล าดับชิพ ระบบจะเลือกเวลามาตรฐาน

ของแต่ละกลุ่มขึ้นมาแสดงผล และรวมเป็นเวลามาตรฐานต่อลอตผลิต 

4. เปรียบเทียบและประเมินผล: ท าโดยจับเวลาการท างานจริงของ 14 กลุ่มผลิตภัณฑ์ มา

เปรียบเทียบกับเวลาของระบบพรีดีเทอร์มินด้วยการทดสอบทีแบบจับคู่ ( Paired T-Test) ที่ระดับ

ความเชื่อมั่น 95% พบว่าผลการทดสอบยอมรับสมมติฐานหลัก คือ ไม่มีความแตกต่างระหว่าง

ค่าเฉลี่ยทั้งสองกลุ่ม โดยมีค่า P-Value ระหว่าง 0.17 ถึง 0.92 และมีเปอร์เซนต์ความแตกต่างเฉลี่ย

ทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ 3% 

5. การค านวณก าลังการผลิต : น าเวลาพรีดีเทอร์มินที่ได้มาหาเวลาการผลิตต่อ 1 ไอซี (Takt 

time) และน าไปแทนค่าในสูตรค านวณก าลังการผลิตในหัวข้อ 1.1 จะได้ก าลังการผลิตต่อเดือนของ

ผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์หนึ่งในกลุ่ม  LQFP100 มีจ านวนชิพต่อเวเฟอร์ 1194 ตัว จ านวน 1 ชิพต่อ

ไอซี ค านวนเวลาพรีดีเทอร์มินได้ 3116.8 วินาทีต่อลอตผลิต หรือคิดเป็น 2.44 วินาทีต่อไอซี จะ

ค านวณก าลังการผลิตของเดือนมิถุนายน 2554 (30วันท างาน) ได้ดังนี้ 
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ก าลังการผลิต      = 851,581 ไอซีต่อเดือน 

5.2 อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 การหาเวลามาตรฐานส าหรับผลิตภัณฑ์ใดๆ สามารถท าได้หลายวิธี ตามความเหมาะสม

ของกระบวนการ และผลิตภัณฑ์ โดยมีวิธีการหาเวลามาตรฐานหลายวิธีที่เป็นที่ยอมรับ เช่น Al-

Saleh (2011) ใช้วิธีจ าลองสถานการณ์โดยใช้โปรแกรม ARENA เพื่อช่วยหาเวลามาตรฐาน ส าหรับ

งานสถานีตรวจสอบสภาพรถยนต์ หรือในกระบวนการที่ไม่ซับซ้อน มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตไม่

มาก อายุของผลิตภัณฑ์ยาว วิธีการจับเวลาโดยตรง ก็เป็นวิธีที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย สามารถใช้

งานได้ง่ายและไม่ซับซ้อนเหมือนวิธีอื่นๆ  
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งานวิจัยนี้ มีช่องทางให้ศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองของปัจจัยการผลิตที่เปลี่ยนไป เช่น อาจต่อ

ยอดในการหาเวลามาตรฐานเมื่อต้องการเปลี่ยนจ านวนไอซีต่อลอตที่เหมาะสม การพัฒนาชิพที่

ส่งผลให้จ านวนไอซีต่อเวเฟอร์เปลี่ยนไป การปรับปรุงคุณภาพของชิพซึ่งจะส่งผลต่ออัตราส่วนชิพ

ดีในเวเฟอร์ เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงปัจจัยในการผลิตเหล่านี้ สามารถน าข้อมูลเวลาในวิจัยนี้มา

ประยุกต์เพื่อหาเวลาแบบพรีดีเทอร์มินก่อนจะท าการผลิตจริงได้ เป็นวิธีที่ง่ายและไม่ต้องเสีย

ทรัพยากรท าการทดลองและจับเวลาจริง 

 ในขณะเดียวกัน งานวิจัยที่ศึกษานี้เป็นตัวอย่างของกระบวนการที่มีปัจจัยการผลิตที่ส่งผล

ต่อเวลาหลายปัจจัย ผลิตภัณฑ์มีมากกว่าหนึ่งพันชนิด อายุผลิตภัณฑ์สั้นๆ มีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่

ตลาดอยู่ตลอดเวลา และเวลาการผลิตต่อลอตผลิตยาว วิธีการจับเวลาโดยตรงจะสิ้นเปลืองเวลาและ

ก าลังคนเป็นอย่างมาก ไม่สามารถจะจับเวลาได้ครบทุกผลิตภัณฑ์ วิธีการหาเวลามาตรฐานแบบพรีดี

เทอร์มินจะช่วยทุ่นแรงได้มาก นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้กับกระบวนการอ่ืนๆ หรือ

อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีสภาพการผลิตใกล้เคียงกัน เพื่อลด ความสูญเปล่าที่เกิดจากการประเมินก าลัง

การผลิตผิดพลาด หรือแม้แต่ทรัพยากรที่สูญเสียไปในการจับเวลาการท างาน 
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ภาคผนวก ก 
ข้อมูลเวลาที่ใช้ค านวณก าลังการผลิตแบบเดิมของกลุ่ม LQFP100  
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ภาคผนวก ก. 
ตารางท่ี ก.1 ข้อมูลเวลาที่ใช้ค านวณก าลังการผลิตแบบเดิมของกลุ่ม LQFP100 

กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ 
จ านวนชิพต่อ

ไอซี 
ล าดับชิพ 

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มีนาคม 2554 ข้อมูล ณ วันท่ี 30 สิงหาคม 2554 
เปอร์เซนต์ 

ความแตกต่าง 
เวลาต่อลอต

ผลิต 
ท่ีมา จับเวลา ณ วันท่ี 

อ้างอิงจาก
ผลิตภัณฑ์ 

เวลาต่อลอต
ผลิต 

จับเวลา ณ วันท่ี 

LQFP100 A 1 1 3063 เวลาจริง 18 ม.ค. 54 
    

LQFP100 B 1 1 3149 เวลาจริง 16 มี.ค. 54 
    

LQFP100 C 1 1 3111 เวลาจริง 16 มี.ค. 54 
    

LQFP100 D 2 2 2694 เวลาจริง 9 ก.ย. 51 
    

LQFP100 D 2 1 3592 เวลาประมาณ 
 

E 3072 9 มิ.ย. 54 17% 

LQFP100 E 2 2 3162 เวลาจริง 4 ก.พ. 54 
    

LQFP100 E 2 1 3592 เวลาจริง 3 มี.ค. 53 
    

LQFP100 F 2 2 3162 เวลาประมาณ 
 

E 3189 4 พ.ค. 54 1% 

LQFP100 F 2 1 3592 เวลาประมาณ 
 

E 3131 26 เม.ย. 54 15% 

LQFP100 G 2 2 3162 เวลาประมาณ 
 

E 3060 4 พ.ค. 54 3% 

LQFP100 G 2 1 3592 เวลาประมาณ 
 

E 3025 22 พ.ค. 54 19% 

LQFP100 H 2 2 3162 เวลาประมาณ 
 

E 3095 16 พ.ค. 54 2% 
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ตารางท่ี ก.1 ข้อมูลเวลาที่ใช้ค านวณก าลังการผลิตแบบเดิมของกลุ่ม LQFP100 (ต่อ) 

กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ 
จ านวนชิพต่อ

ไอซี 
ล าดับชิพ 

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มีนาคม 2554 
อ้างอิงจาก
ผลิตภัณฑ์ 

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 สิงหาคม 2554 
เปอร์เซนต์ 

ความแตกต่าง 
เวลาต่อลอต

ผลิต 
ท่ีมา จับเวลา ณ วันท่ี 

เวลาต่อลอต
ผลิต 

จับเวลา ณ วันท่ี 

LQFP100 H 2 1 3592 เวลาประมาณ 
 

E 3009 16 พ.ค. 54 19% 

LQFP100 I 1 1 2694 เวลาประมาณ 
 

D 3127 26 เม.ย. 54 14% 

LQFP100 J 1 1 3025 เวลาจริง 7 มี.ค. 52 
    

LQFP100 K 1 1 3283 เวลาจริง 3 มี.ค. 53 
    

LQFP100 L 1 1 2962 เวลาจริง 9 ก.ค. 52 
    

LQFP100 M 1 1 3131 เวลาจริง 4 ก.พ. 54 
    

LQFP100 N 1 1 3131 เวลาประมาณ 18 ม.ค. 54 M 
   

LQFP100 O 1 1 3022 เวลาจริง 3 ก.ย. 53 
    

LQFP100 P 1 1 3022 เวลาประมาณ 
 

O 3188 16 พ.ค. 54 5% 

LQFP100 Q 1 1 3592 เวลาประมาณ 
 

E 3002 4 พ.ค. 54 20% 

LQFP100 R 1 1 2962 เวลาประมาณ 
 

L 3301 4 พ.ค. 54 10% 

LQFP100 S 1 1 2962 เวลาประมาณ 
 

L 3228 16 พ.ค. 54 8% 

LQFP100 T 1 1 2962 เวลาประมาณ 
 

L 3173 18 เม.ย. 54 7% 
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ตารางท่ี ก.1 ข้อมูลเวลาที่ใช้ค านวณก าลังการผลิตแบบเดิมของกลุ่ม LQFP100 (ต่อ) 

กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ 
จ านวนชิพต่อ

ไอซี 
ล าดับชิพ 

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มีนาคม 2554 
อ้างอิงจาก
ผลิตภัณฑ์ 

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 สิงหาคม 2554 
เปอร์เซนต์ 

ความแตกต่าง 
เวลาต่อลอต

ผลิต 
ท่ีมา จับเวลา ณ วันท่ี 

เวลาต่อลอต
ผลิต 

จับเวลา ณ วันท่ี 

LQFP100 U 1 1 2962 เวลาประมาณ 
 

L 3083 20 พ.ค. 54 4% 

LQFP100 V 1 1 2962 เวลาประมาณ 
 

L 
   

LQFP100 W 1 1 2962 เวลาประมาณ 
 

L 
   

LQFP100 X 1 1 2962 เวลาประมาณ 
 

L 
   

LQFP100 Y 1 1 2962 เวลาประมาณ 
 

L 
   

LQFP100 AA 1 1 2962 เวลาประมาณ 
 

L 
   

LQFP100 AB 1 1 2962 เวลาประมาณ 
 

L 
   

LQFP100 AC 1 1 3751 เวลาจริง 16 ธ.ค. 52 
    

LQFP100 AD 2 2 3162 เวลาประมาณ 
 

E 3077 22 พ.ค. 54 
 

LQFP100 AD 2 1 3592 เวลาประมาณ 
 

E 2994 27 พ.ค. 54 
 

LQFP100 AE 2 2 3592 เวลาประมาณ 
 

E 3032 3 มิ.ย. 54 
 

LQFP100 AE 2 1 2962 เวลาประมาณ 
 

L 3153 30 พ.ค. 54 
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ตารางท่ี ก.1 ข้อมูลเวลาที่ใช้ค านวณก าลังการผลิตแบบเดิมของกลุ่ม LQFP100 (ต่อ) 

กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ 
จ านวนชิพต่อ

ไอซี 
ล าดับชิพ 

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มีนาคม 2554 
อ้างอิงจาก
ผลิตภัณฑ์ 

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 สิงหาคม 2554 
เปอร์เซนต์ 

ความแตกต่าง 
เวลาต่อลอต

ผลิต 
ท่ีมา จับเวลา ณ วันท่ี 

เวลาต่อลอต
ผลิต 

จับเวลา ณ วันท่ี 

LQFP100 AF 2 2 3131 เวลาประมาณ 10 ม.ค. 54 M 
   

LQFP100 AF 2 1 3149 เวลาประมาณ 
 

B 
   

LQFP100 AG 2 2 3592 เวลาประมาณ 
 

E 3221 7 มิ.ย. 54 12% 

LQFP100 AG 2 1 3299 เวลาจริง 16 ธ.ค. 52 
    

LQFP100 AH 1 1 3592 เวลาประมาณ 
  

3105 7 มิ.ย. 54 16% 

LQFP100 AI 1 1 3592 เวลาประมาณ 
  

3078 18 เม.ย. 54 17% 

LQFP100 AJ 2 2 3283 เวลาประมาณ 
 

K 3188 27 พ.ค. 54 3% 

LQFP100 AJ 2 1 3283 เวลาประมาณ 
 

K 
   

LQFP100 AK 1 1 3283 เวลาประมาณ 
 

K 
   

LQFP100 AL 2 2 3283 เวลาประมาณ 
 

K 
   

LQFP100 AL 2 1 3283 เวลาประมาณ 
 

K 
   

LQFP100 AM 1 1 3382 เวลาจริง 27 พ.ย. 52 
    

LQFP100 AN 1 1 3382 เวลาประมาณ 
 

AN 
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ตารางท่ี ก.1 ข้อมูลเวลาที่ใช้ค านวณก าลังการผลิตแบบเดิมของกลุ่ม LQFP100 (ต่อ) 

กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ 
จ านวนชิพต่อ

ไอซี 
ล าดับชิพ 

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มีนาคม 2554 
อ้างอิงจาก
ผลิตภัณฑ์ 

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 สิงหาคม 2554 
เปอร์เซนต์ 

ความแตกต่าง 
เวลาต่อลอต

ผลิต 
ท่ีมา จับเวลา ณ วันท่ี 

เวลาต่อลอต
ผลิต 

จับเวลา ณ วันท่ี 

LQFP100 AO 2 2 3382 เวลาประมาณ 
 

AN 
   

LQFP100 AO 2 1 3592 เวลาประมาณ 
 

E 
   

LQFP100 AP 1 1 2962 เวลาประมาณ 
 

L 
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ภาคผนวก ข 
ผลการศึกษาเวลา 
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ภาคผนวก ข. 
ตารางท่ี ข.1 เวลาของงานย่อย NO1 

กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ 
เวลา (วินาท)ี 

ค่าเฉลี่ย จ านวนตัวอย่างท่ีต้องการ 
1 2 3 4 5 6 

LQFP100 A 254 216 233 230 215 235 230.5 5.2 
B 229 216 240 223 239 245 232.0 3.1 
C 217 226 233 215 231 240 227.0 2.4 

LQFP48 D 235 226 236 239 225 246 234.5 1.5 
LQFP64 E 237 243 230 247 223 234 235.7 1.8 
LQFP80 F 232 223 225 244 233 213 228.3 2.8 

G 233 221 218 241 245 236 232.3 2.9 
QFP208 H 239 238 226 229 240 220 232.0 1.7 
SDIP30 I 227 231 233 224 243 225 230.5 1.2 

J 246 221 221 230 242 229 231.5 2.7 
K 227 240 245 226 224 238 233.3 1.9 

SOP14 L 223 244 227 234 222 231 230.2 1.7 
SOP16 M 233 245 217 234 221 229 229.8 2.5 
SOP20 N 231 218 232 232 242 222 229.5 1.8 
SOP28 O 228 223 238 234 229 237 231.5 0.8 
SOP30 P 211 252 223 230 247 226 231.5 5.9 

SSOP16 Q 243 218 230 218 225 239 228.8 2.8 
SSOP20 R 232 241 225 241 219 238 232.7 2.0 
SSOP24 S 216 233 229 251 231 237 232.8 3.2 

T 228 245 226 223 233 239 232.3 1.7 
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ตารางท่ี ข.2 เวลาของงานย่อย NO2 

กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ 
เวลา (วินาท)ี 

ค่าเฉลี่ย จ านวนตัวอย่าง 
1 2 3 4 5 6 

LQFP100 
A 18 18 19 17 19 20 18.5 4.3 
B 20 19 17 18 18 19 18.5 4.3 
C 18 20 17 18 18 17 18.0 4.9 

LQFP48 D 17 15 16 16 18 17 16.5 5.4 
LQFP64 E 19 20 19 18 18 21 19.2 5.0 

LQFP80 
F 19 18 21 18 19 19 19.0 4.4 
G 18 17 18 20 19 18 18.3 4.2 

QFP208 H 52 56 54 54 55 49 53.3 2.9 

SDIP30 
I 36 40 37 35 34 37 36.5 4.3 
J 37 37 33 36 39 39 36.8 4.9 
K 38 36 40 38 36 36 37.3 2.6 

SOP14 L 18 21 18 19 19 18 18.8 5.1 
SOP16 M 19 18 18 18 18 19 18.3 1.1 
SOP20 N 17 17 18 18 17 20 17.8 5.7 
SOP28 O 18 17 18 18 17 19 17.8 2.4 
SOP30 P 17 20 18 19 19 18 18.5 4.3 

SSOP16 Q 35 38 41 37 36 37 37.3 4.1 
SSOP20 R 19 18 17 18 19 17 18.0 3.3 

SSOP24 
S 32 37 36 35 33 38 35.2 5.8 
T 36 34 33 39 38 37 36.2 5.5 
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ตารางท่ี ข.3 เวลาของงานย่อย NO3 

กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ 
เวลา (วินาท)ี 

ค่าเฉลี่ย จ านวนตัวอย่าง 
1 2 3 4 5 6 

LQFP100 
A 17 17 17 18 17 17 17.2 0.8 
B 16 16 17 17 17 18 16.8 2.7 
C 17 17 19 17 17 17 17.3 3.0 

LQFP48 D 17 17 17 17 16 17 16.8 0.8 
LQFP64 E 17 18 17 17 17 19 17.5 3.0 

LQFP80 
F 17 16 17 17 17 18 17.0 1.8 
G 16 18 18 17 18 17 17.3 3.0 

QFP208 H 18 18 17 17 17 17 17.3 1.2 

SDIP30 
I 17 18 20 18 17 17 17.8 5.7 
J 18 17 17 18 17 19 17.7 2.8 
K 17 18 17 17 19 17 17.5 3.0 

SOP14 L 16 18 17 17 17 17 17.0 1.8 
SOP16 M 18 17 17 18 16 18 17.3 3.0 
SOP20 N 17 19 17 18 17 17 17.5 3.0 
SOP28 O 17 17 18 17 17 19 17.5 3.0 
SOP30 P 20 17 18 17 18 18 18.0 4.9 

SSOP16 Q 17 18 17 17 18 17 17.3 1.2 
SSOP20 R 18 18 17 17 17 17 17.3 1.2 

SSOP24 
S 19 17 18 18 16 17 17.5 4.8 
T 16 17 18 17 19 17 17.3 4.7 
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ตารางท่ี ข.4 เวลาของงานย่อย NO4 

กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ 
เวลา (วินาท)ี 

ค่าเฉลี่ย จ านวนตัวอย่าง 
1 2 3 4 5 6 

LQFP100 
A 69 78 77 77 70 71 73.7 4.1 
B 70 76 73 76 80 76 75.2 2.7 
C 72 72 73 71 64 77 71.5 4.7 

LQFP48 D 67 70 66 69 69 66 67.8 0.9 
LQFP64 E 74 67 75 76 80 75 74.5 4.3 

LQFP80 
F 75 70 76 76 70 75 73.7 2.0 
G 73 68 74 74 76 78 73.8 2.8 

QFP208 H 90 92 91 91 94 90 91.3 0.4 

SDIP30 
I 81 86 88 82 85 85 84.5 1.3 
J 87 87 83 85 83 86 85.2 0.6 
K 86 86 84 89 84 85 85.7 0.6 

SOP14 L 78 73 71 75 71 68 72.7 3.1 
SOP16 M 68 75 74 78 75 73 73.8 2.7 
SOP20 N 74 71 72 70 76 77 73.3 2.0 
SOP28 O 74 74 75 71 69 71 72.3 1.4 
SOP30 P 74 76 75 70 70 74 73.2 1.6 

SSOP16 Q 87 87 88 83 85 86 86.0 0.6 
SSOP20 R 75 68 73 73 73 71 72.2 1.5 

SSOP24 
S 82 85 83 86 87 92 85.8 2.3 
T 90 85 85 86 81 87 85.7 1.6 
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ตารางท่ี ข.5 เวลาของงานย่อย NO4DL 

กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ ล าดับชิพ 
เวลา (วินาท)ี 

ค่าเฉลี่ย จ านวนตัวอย่าง 
1 2 3 4 5 6 

LQFP100 C 2 25 24 24 23 23 22 23.5 2.7 
LQFP100 C 3 23 23 24 25 24 23 23.7 1.6 
LQFP100 A 2 21 23 22 23 23 23 22.5 1.8 

SOP30 P 2 24 23 22 26 23 24 23.7 4.4 
LQFP80 F 2 25 22 22 23 24 24 23.3 3.6 
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ตารางท่ี ข.6 เวลาของงานย่อย NO5 

กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ 
เวลา (วินาท)ี 

ค่าเฉลี่ย จ านวนตัวอย่าง 
1 2 3 4 5 6 

LQFP100 
A 154 170 153 155 165 160 159.5 2.4 
B 156 169 160 155 157 170 161.2 2.3 
C 155 152 157 159 166 164 158.8 1.5 

LQFP48 D 165 164 153 152 167 170 161.8 2.9 
LQFP64 E 162 155 157 167 180 153 162.3 5.1 

LQFP80 
F 181 152 168 165 157 155 163.0 5.8 
G 176 167 163 160 159 155 163.3 2.7 

QFP208 H 167 155 173 153 165 156 161.5 3.3 

SDIP30 
I 157 155 157 161 167 164 160.2 1.1 
J 158 167 160 152 155 168 160.0 2.1 
K 168 157 162 152 158 155 158.7 1.7 

SOP14 L 156 160 167 153 160 160 159.3 1.2 
SOP16 M 160 155 162 167 167 153 160.7 1.8 
SOP20 N 158 160 162 156 167 158 160.2 0.8 
SOP28 O 155 160 160 157 160 171 160.5 1.6 
SOP30 P 166 157 162 159 151 166 160.2 1.7 

SSOP16 Q 171 162 161 156 165 167 163.7 1.3 
SSOP20 R 161 155 171 151 157 163 159.7 2.6 

SSOP24 
S 173 168 153 160 156 157 161.2 3.1 
T 173 157 160 153 169 166 163.0 2.9 
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ตารางท่ี ข.7 เวลาของงานย่อย NM6 

กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ ล าดับชิพ 
เวลา (วินาท)ี 

ค่าเฉลี่ย จ านวนตัวอย่าง 
1 2 3 4 5 6 

LQFP100 

A 
1 25 25 25 24 24 25 24.7 0.6 
2 11 12 12 12 12 13 12.0 3.7 

B 1 23 25 24 24 24 25 24.2 1.3 

C 
1 25 24 24 26 23 25 24.5 2.4 
2 12 13 13 13 13 12 12.7 2.2 
3 13 12 13 13 13 13 12.8 1.3 

LQFP48 D 1 14 15 15 14 13 15 14.3 4.3 
LQFP64 E 1 21 22 21 23 22 22 21.8 1.6 

LQFP80 
F 

1 22 21 21 22 23 21 21.7 1.9 
2 14 12 14 14 13 14 13.5 5.1 

G 1 22 22 22 22 23 22 22.2 0.5 
QFP208 H 1 16 17 16 18 17 17 16.8 2.7 

SDIP30 
I 1 9 10 10 10 9 9 9.5 4.4 
J 1 10 10 10 9 10 11 10.0 5.3 
K 1 10 9 9 10 10 9 9.5 4.4 

SOP14 L 1 13 15 13 13 14 14 13.7 4.8 
SOP16 M 1 13 14 14 14 13 14 13.7 1.9 
SOP20 N 1 14 14 13 12 14 13 13.3 5.0 
SOP28 O 1 11 12 11 13 12 12 11.8 5.4 

SOP30 P 
1 12 12 12 11 12 11 11.7 2.6 
2 12 10 11 11 11 11 11.0 4.4 

SSOP16 Q 1 15 14 16 16 14 16 15.2 5.6 
SSOP20 R 1 15 16 15 15 14 16 15.2 3.3 

SSOP24 
S 1 12 13 13 12 13 12 12.5 2.6 
T 1 12 13 13 12 13 12 12.5 2.6 
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ตารางท่ี ข.8 เวลาของงานย่อย NM7 

กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ ล าดับชิพ 
เวลา (วินาท)ี 

ค่าเฉลี่ย 
จ านวน
ตัวอย่าง 1 2 3 4 5 6 

LQFP100 

A 
1 24 25 26 26 25 27 25.5 2.3 
2 25 25 27 25 26 25 25.5 1.4 

B 1 25 27 24 27 25 26 25.7 3.0 

C 
1 25 24 25 25 25 25 24.8 0.4 
2 24 25 25 26 26 24 25.0 1.7 
3 23 25 25 26 25 25 24.8 2.1 

LQFP48 D 1 50 48 48 50 49 50 49.2 0.5 
LQFP64 E 1 24 23 24 23 23 22 23.2 1.4 

LQFP80 
F 

1 30 31 31 31 30 31 30.7 0.4 
2 30 29 31 30 30 31 30.2 0.8 

G 1 29 31 30 30 30 30 30.0 0.6 
QFP208 H 1 13 12 13 12 12 12 12.3 2.3 

SDIP30 
I 1 14 13 14 14 14 15 14.0 2.7 
J 1 14 14 15 13 14 14 14.0 2.7 
K 1 14 14 14 14 14 14 14.0 0.0 

SOP14 L 1 64 65 67 64 64 66 65.0 0.5 
SOP16 M 1 65 65 64 64 64 65 64.5 0.1 
SOP20 N 1 64 67 65 65 64 64 64.8 0.4 
SOP28 O 1 30 30 29 29 29 31 29.7 1.0 

SOP30 P 
1 28 27 27 27 28 29 27.7 1.2 
2 27 28 26 29 27 27 27.3 1.9 

SSOP16 Q 1 110 112 110 107 103 109 108.5 1.1 
SSOP20 R 1 40 39 38 40 38 38 38.8 0.9 

SSOP24 
S 1 27 28 27 26 28 30 27.7 3.3 
T 1 26 27 27 27 25 28 26.7 2.0 
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ตารางท่ี ข.9 เวลาของงานย่อย NM9 

กลุ่ม 
ผลิตภัณ

ฑ์ 
ล าดับชิพ 

เวลา (วินาท)ี 
ค่าเฉลี่ย 

จ านวน
ตัวอย่าง 1 2 3 4 5 6 

LQFP100 

A 
1 29 29 28 28 26 29 28.2 2.3 
2 27 27 28 27 27 29 27.5 1.2 

B 1 26 29 26 28 26 28 27.2 3.2 

C 
1 28 27 28 26 29 29 27.8 2.4 
2 25 28 27 27 28 29 27.3 3.3 
3 27 29 28 29 28 28 28.2 1.0 

LQFP48 D 1 52 49 50 51 51 52 50.8 0.7 
LQFP64 E 1 25 26 26 26 27 25 25.8 1.1 

LQFP80 
F 

1 33 35 34 34 33 35 34.0 0.9 
2 34 36 33 35 35 34 34.5 1.2 

G 1 33 33 34 33 29 32 32.3 3.9 
QFP208 H 1 14 15 15 16 14 15 14.8 3.4 

SDIP30 
I 1 15 16 16 16 15 17 15.8 3.0 
J 1 16 15 16 16 17 16 16.0 2.1 
K 1 16 16 16 17 15 15 15.8 3.0 

SOP14 L 1 66 68 67 67 68 66 67.0 0.2 
SOP16 M 1 67 67 67 66 68 66 66.8 0.2 
SOP20 N 1 66 67 70 66 69 67 67.5 0.8 
SOP28 O 1 32 33 33 34 33 32 32.0 0.7 

SOP30 P 
1 30 29 29 28 29 29 29.0 0.6 
2 29 30 29 29 30 30 29.5 0.5 

SSOP16 Q 1 113 115 114 114 113 114 113.8 0.1 
SSOP20 R 1 41 42 42 42 41 42 41.7 0.2 

SSOP24 
S 1 40 41 41 41 42 42 41.2 0.4 
T 1 42 41 41 41 42 41 41.3 0.2 
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ตารางท่ี ข.10 เวลาของงานย่อย NO11 

ผลิตภัณฑ์ 
จ านวนไอซีต่อ 
ลอตการผลิต 

จ านวนชิพ 
ต่อเวเฟอร์ 

ล าดับชิพ 
จ านวนครั้งท่ี 
เปลี่ยนเวเฟอร์ 

เวลา (วินาท)ี 
ค่าเฉลี่ย จ านวนตัวอย่าง 

1 2 3 4 5 6 
B 1280 312 1 3 31 29 28 28 32 31 29.8 4.4 
E 1600 1285 1 1 33 29 29 29 28 31 29.8 5.0 
F 1600 726 1 2 33 27 30 31 30 29 30.0 5.9 
G 1600 983 1 1 29 31 30 31 31 30 30.3 1.0 
H 2400 1060 1 2 32 30 32 31 29 29 30.5 2.7 
K 1920 1300 1 1 28 32 29 30 30 31 30.0 3.0 
S 4480 2411 1 1 30 29 33 30 31 29 30.3 3.3 
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ตารางท่ี ข.11 เวลาของงานย่อย NM12 

กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ 
เวลา (วินาท)ี 

ค่าเฉลี่ย จ านวนตัวอย่าง 
1 2 3 4 5 6 

LQFP100 
A 39 39 40 40 38 39 39.2 0.5 
B 40 39 37 38 38 39 38.5 1.0 
C 40 39 38 38 38 40 38.8 0.9 

LQFP48 D 60 60 59 59 58 59 59.2 0.2 
LQFP64 E 35 35 34 36 35 35 35.0 0.4 

LQFP80 
F 41 41 40 40 41 39 40.3 0.5 
G 42 39 41 40 40 40 40.3 0.9 

QFP208 H 38 38 38 38 39 38 38.2 0.2 

SDIP30 
I 28 28 27 28 28 29 28.0 0.7 
J 27 26 28 28 28 28 27.5 1.2 
K 27 28 27 26 29 28 27.5 1.9 

SOP14 L 80 81 78 79 79 81 79.7 0.3 
SOP16 M 82 79 78 79 80 79 79.5 0.4 
SOP20 N 78 79 80 79 81 80 79.5 0.2 
SOP28 O 46 46 45 44 47 45 45.5 0.7 
SOP30 P 41 42 42 41 40 43 41.5 0.9 

SSOP16 Q 84 84 83 82 85 85 83.8 0.3 
SSOP20 R 55 56 54 55 55 55 55.0 0.2 

SSOP24 
S 50 51 51 53 50 52 51.2 0.7 
T 49 52 50 50 51 51 50.5 0.6 
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ตารางท่ี ข.12 เวลาของงานย่อย NO13 
จ านวนแมกกาซีน
ต่อลอตการผลิต 

กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ 
เวลา (วินาท)ี 

ค่าเฉลี่ย 
จ านวน
ตัวอย่าง 1 2 3 4 5 6 

2 LQFP100 
A 29 32 31 34 31 30 31.2 4.1 
B 33 31 29 27 30 30 30.0 5.9 
C 31 31 28 33 30 28 30.2 5.5 

1 LQFP48 D 17 17 19 17 16 16 17.0 5.5 
2 LQFP64 E 32 33 30 32 28 29 30.7 5.5 

2 LQFP80 
F 27 32 30 30 27 30 29.3 6.0 
G 30 30 34 30 30 28 30.3 5.6 

5 QFP208 H 87 88 90 84 93 100 90.3 5.1 

4 SDIP30 
I 64 66 70 60 67 63 65.0 3.8 
J 71 68 67 62 67 68 67.2 2.5 
K 62 66 62 69 70 65 65.7 3.5 

2 SOP14 L 29 29 31 31 33 28 30.2 4.9 
2 SOP16 M 34 32 28 33 33 32 32.0 5.7 
2 SOP20 N 33 29 32 30 29 29 30.3 4.4 
2 SOP28 O 29 29 34 30 32 31 30.8 5.3 
2 SOP30 P 28 31 31 29 33 30 30.3 4.4 
4 SSOP16 Q 62 69 70 72 64 69 67.7 4.3 
2 SSOP20 R 31 31 29 34 31 29 30.8 4.7 

4 SSOP24 
S 63 67 71 62 61 66 65.0 4.4 
T 66 69 66 60 73 65 66.5 5.6 
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ตารางท่ี ข.13 เวลาของงานย่อย NO14 
จ านวน 

แมกกาซีน
ต่อลอตการผลิต 

กลุ่ม 
ผลิต 
ภัณฑ ์

ล าดับ
ชิพ 

เวลา (วินาท)ี 
ค่าเฉลี่ย 

จ านวน
ตัวอย่าง 1 2 3 4 5 6 

2 

LQFP100 

A 1 252 262 287 264 237 270 262.0 5.5 
2 A 2 257 255 273 266 233 278 260.3 5.1 
2 B 1 269 282 256 238 268 261 262.3 4.3 
2 C 1 241 253 257 281 279 273 264.0 5.0 
2 C 2 282 262 246 269 252 245 259.3 4.2 
2 C 3 243 269 271 268 277 249 262.8 3.5 
1 LQFP48 D 1 254 259 246 262 260 255 256.0 0.7 
2 LQFP64 E 1 282 265 255 257 266 250 262.5 2.5 
2 

LQFP80 
F 1 260 281 255 260 262 251 261.5 2.1 

2 F 2 265 270 258 261 255 266 262.5 0.6 
2 G 1 251 267 280 257 266 250 261.8 2.5 
5 QFP208 H 1 283 295 286 278 290 292 287.3 0.6 
4 

SDIP30 
I 1 272 277 291 284 281 283 281.3 0.7 

4 J 1 294 271 282 273 291 281 282.0 1.4 
4 K 1 271 278 295 302 280 282 284.7 2.2 
2 SOP14 L 1 265 254 283 251 265 252 261.7 2.9 
2 SOP16 M 1 260 255 255 285 263 251 261.5 2.9 
2 SOP20 N 1 292 260 265 251 248 250 261.0 5.4 
2 SOP28 O 1 266 287 251 250 269 250 262.2 4.3 
2 

SOP30 
P 1 245 255 274 263 269 261 261.2 2.1 

2 P 2 242 258 271 260 283 256 261.7 3.8 
4 SSOP16 Q 1 291 302 279 275 280 275 283.7 1.9 
2 SSOP20 R 1 255 271 269 253 247 274 261.5 2.4 
4 

SSOP24 
S 1 280 281 276 283 300 279 283.2 1.2 

4 T 1 271 290 281 284 282 287 282.5 0.7 
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ตารางท่ี ข.14 เวลาของงานย่อย NM15 

กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ 
ไอซี

ต่อลอต 
จ านวนชิพ
ต่อเวเฟอร์ 

ชิพเสีย เวลา (วินาท)ี 

ค่าเฉลี่ย 
จ านวน
ตัวอย่าง 4.5% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

LQFP100 

A 
1280 1895 58 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.3 0.40 12.5 
1280 4388 58 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.41 12.5 

B 1280 312 58 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.40 11.4 

C 
1280 2081 58 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.41 10.8 
1280 17796 58 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.38 10.8 
1280 4227 58 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.41 12.5 

LQFP48 D 1440 1491 65 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.40 14.6 
LQFP64 E 1600 1285 72 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.40 9.1 

LQFP80 
F 

1600 726 72 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.42 14.3 
1600 1712 72 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.42 11.3 

G 1600 983 72 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.43 13.8 
QFP208 H 2400 1060 108 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.42 11.5 

SDIP30 
I 1920 2454 86 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.42 14.5 
J 1920 1860 86 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.39 12.4 
K 1920 1300 86 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.40 11.4 
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ตารางท่ี ข.14 เวลาของงานย่อย NM15 (ต่อ) 

กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ 
ไอซี

ต่อลอต 
จ านวนชิพ
ต่อเวเฟอร์ 

ชิพเสีย 
เวลา (วินาท)ี 

ค่าเฉลี่ย 
จ านวน
ตัวอย่าง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

SOP14 L 3840 20112 173 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.43 8.4 
SOP16 M 3840 14002 173 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.43 14.3 
SOP20 N 3840 7657 173 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.42 11.3 
SOP28 O 1920 2454 86 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.39 13.3 

SOP30 P 
1920 3670 86 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.41 10.8 
1920 6320 86 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.42 14.3 

SSOP16 Q 6720 7714 302 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.42 14.3 
SSOP20 R 3360 12395 151 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.41 13.3 

SSOP24 
S 4480 2411 202 0.6 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.42 14.5 
T 4480 4813 202 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.41 13.3 
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ภาคผนวก ค 
แสดงปัจจัยการผลิตที่เก่ียวข้องกับเวลาการผลิต 
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ภาคผนวก ค. 
ตารางท่ี ค.1 ตารางแสดงปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องกับเวลาการผลิต 

กลุ่ม 
จ านวนแมกกาซีน
ต่อลอตการผลิต 

จ านวนลีดเฟรมต่อลอตการผลิต จ านวนไอซีต่อลอตผลิต 

LQFP100 2 80 1280 
LQFP48 1 40 1440 
LQFP64 2 80 1600 
LQFP80 2 80 1600 
QFP208 5 200 2400 
SDIP30 4 160 1920 
SOP14 2 80 3840 
SOP16 2 80 3840 
SOP20 2 80 3840 
SOP28 2 80 1920 
SOP30 2 80 1920 

SSOP16 4 160 6720 
SSOP20 2 80 3360 
SSOP24 4 160 4480 
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ภาคผนวก ง 
เวลาการผลิตจริงของทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ 
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ภาคผนวก ง. 
ตารางท่ี ง.1 เวลาการผลิตจริงของกลุ่ม LQFP100 (3 ชิพต่อไอซี) 

กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ จ านวนชิพต่อไอซ ี ล าดับชิพ ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 เฉลี่ย จ านวนตัวอย่าง 

LQFP100 LQFP100-1 3 1 3185 3113 3149 0.2 

LQFP100 LQFP100-1 3 2 2970 3132 3051 1.1 

LQFP100 LQFP100-1 3 3 3066 2922 2994 0.9 

 
ตารางท่ี ง.2 เวลาการผลิตจริงของกลุ่ม LQFP100 (2 ชิพต่อไอซี) 
กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ จ านวนชิพต่อไอซ ี ล าดับชิพ ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 เฉลี่ย จ านวนตัวอย่าง 

LQFP100 LQFP100-2 2 1 3167 3211 3189 0.1 

LQFP100 LQFP100-2 2 2 3145 3116 3130.5 0.0 

LQFP100 LQFP100-3 2 1 3043 3077 3060 0.0 

LQFP100 LQFP100-3 2 2 2966 3085 3025.5 0.6 

LQFP100 LQFP100-4 2 1 3146 3045 3095.5 0.4 

LQFP100 LQFP100-4 2 2 2981 3037 3009 0.1 
 
ตารางท่ี ง.3 เวลาการผลิตจริงของกลุ่ม LQFP100 (1 ชิพต่อไอซี) 

กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ จ านวนชิพต่อไอซ ี ล าดับชิพ ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 เฉลี่ย จ านวนตัวอย่าง 

LQFP100 LQFP100-5 2 2 3154 3101 3127.5 0.1 

LQFP100 LQFP100-6 2 2 3174 3202 3188 0.0 

LQFP100 LQFP100-7 2 2 2911 3093 3002 1.5 

LQFP100 LQFP100-8 2 2 3235 3066 3150.5 1.2 

LQFP100 LQFP100-9 2 2 3166 3290 3228 0.6 

LQFP100 LQFP100-10 2 2 3237 3110 3173.5 0.6 

LQFP100 LQFP100-11 2 2 3016 3150 3083 0.8 

LQFP100 LQFP100-12 2 2 3163 3047 3105 0.6 

LQFP100 LQFP100-13 2 2 3139 3017 3078 0.6 
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ตารางท่ี ง.4 เวลาการผลิตจริงของกลุ่ม LQFP48 (1 ชิพต่อไอซี) 
กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ จ านวนชิพต่อไอซ ี ล าดับชิพ ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 เฉลี่ย จ านวนตัวอย่าง 

LQFP48 LQFP48-1 1 1 3072 2942 3007 0.7 

LQFP48 LQFP48-2 1 1 2891 2996 2943.5 0.5 

LQFP48 LQFP48-3 1 1 2915 2897 2906 0.0 

LQFP48 LQFP48-4 1 1 2798 2967 2882.5 1.4 

LQFP48 LQFP48-5 1 1 2938 3011 2974.5 0.2 

LQFP48 LQFP48-6 1 1 2773 3165 2969 7.0 

LQFP48 LQFP48-7 1 1 2762 2962 2862 2.0 

LQFP48 LQFP48-8 1 1 2755 2733 2744 0.0 
 
ตารางท่ี ง.5 เวลาการผลิตจริงของกลุ่ม LQFP64 (1 ชิพต่อไอซี) 

กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ จ านวนชิพต่อไอซ ี ล าดับชิพ ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 เฉลี่ย จ านวนตัวอย่าง 

LQFP64 LQFP64-1 1 1 3133 2952 3042.5 1.4 

LQFP64 LQFP64-2 1 1 3090 2950 3020 0.9 

LQFP64 LQFP64-3 1 1 2921 3011 2966 0.4 

LQFP64 LQFP64-4 1 1 3119 3008 3063.5 0.5 

LQFP64 LQFP64-5 1 1 3206 3019 3112.5 1.4 

LQFP64 LQFP64-6 1 1 3047 3002 3024.5 0.1 

LQFP64 LQFP64-7 1 1 3238 3064 3151 1.2 
LQFP64 LQFP64-8 1 1 2853 2918 2885.5 0.2 
LQFP64 LQFP64-9 1 1 2785 2849 2817 0.2 

LQFP64 LQFP64-10 1 1 2893 2726 2809.5 1.4 
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ตารางท่ี ง.6 เวลาการผลิตจริงของกลุ่ม LQFP80 (2 ชิพต่อไอซี) 
กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ จ านวนชิพต่อไอซ ี ล าดับชิพ ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 เฉลี่ย จ านวนตัวอย่าง 

LQFP80 LQFP80-1 2 1 3257 3309 3283 0.1 

LQFP80 LQFP80-1 2 2 3694 3714 3704 0.0 

LQFP80 LQFP80-2 2 1 3737 3664 3700.5 0.2 

LQFP80 LQFP80-2 2 2 3702 3662 3682 0.0 

LQFP80 LQFP80-3 2 1 3651 3755 3703 0.3 

LQFP80 LQFP80-3 2 2 3472 3516 3494 0.1 
 
ตารางท่ี ง.7 เวลาการผลิตจริงของกลุ่ม LQFP80 (1 ชิพต่อไอซี) 

กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ จ านวนชิพต่อไอซ ี ล าดับชิพ ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 เฉลี่ย จ านวนตัวอย่าง 

LQFP80 LQFP80-4 1 1 3489 3581 3410 0.3 

LQFP80 LQFP80-5 1 1 3661 3707 3684 0.1 

LQFP80 LQFP80-6 1 1 3676 3570 3623 0.3 

LQFP80 LQFP80-7 1 1 3492 3612 3552 0.5 

LQFP80 LQFP80-8 1 1 3842 3654 3748 1.0 

LQFP80 LQFP80-9 1 1 3845 3613 3729 1.5 

LQFP80 LQFP80-10 1 1 3764 3676 3720 0.2 

LQFP80 LQFP80-11 1 1 3702 3570 3636 0.5 

LQFP80 LQFP80-12 1 1 3530 3780 3655 1.9 

LQFP80 LQFP80-13 1 1 3500 3401 3450.5 0.3 

 
 
 
 

 
 
 
 



98 
 

ตารางท่ี ง.8 เวลาการผลิตจริงของกลุ่ม QFP208 (1 ชิพต่อไอซี) 
กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ จ านวนชิพต่อไอซ ี ล าดับชิพ ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 เฉลี่ย จ านวนตัวอย่าง 

QFP208 QFP208-1 1 1 4436 4386 4411 0.1 

QFP208 QFP208-1 1 1 4103 4151 4127 0.1 

QFP208 QFP208-1 1 1 4210 4228 4219 0.0 

QFP208 QFP208-1 1 1 3924 4006 3965 0.2 

QFP208 QFP208-1 1 1 4243 3993 4118 1.5 

 
ตารางท่ี ง.9 เวลาการผลิตจริงของกลุ่ม SDIP30 (2 ชิพต่อไอซี) 
กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ จ านวนชิพต่อไอซ ี ล าดับชิพ ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 เฉลี่ย จ านวนตัวอย่าง 

SDIP30 SDIP30-1 2 1 3402 3417 3409.5 0.0 

SDIP30 SDIP30-1 2 2 3482 3451 3466.5 0.0 

SDIP30 SDIP30-2 2 1 3369 3334 3351.5 0.0 

SDIP30 SDIP30-2 2 2 3504 3492 3498 0.0 

SDIP30 SDIP30-3 2 1 3383 3502 3442.5 0.5 

SDIP30 SDIP30-3 2 2 3393 3406 3399.5 0.0 
 
ตารางท่ี ง.10 เวลาการผลิตจริงของกลุ่ม SDIP30 (1 ชิพต่อไอซี) 

กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ จ านวนชิพต่อไอซ ี ล าดับชิพ ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 เฉลี่ย จ านวนตัวอย่าง 

SDIP30 SDIP30-4 1 1 3495 3540 3517.5 0.1 

SDIP30 SDIP30-5 1 1 3594 3661 3627.5 0.1 

SDIP30 SDIP30-6 1 1 3652 3592 3622 0.1 

SDIP30 SDIP30-7 1 1 3554 3611 3582.5 0.1 

SDIP30 SDIP30-8 1 1 3621 3744 3682.5 0.4 

SDIP30 SDIP30-9 1 1 3269 3122 3195.5 0.8 

SDIP30 SDIP30-10 1 1 3358 3442 3400 0.2 
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ตารางท่ี ง.11 เวลาการผลิตจริงของกลุ่ม SOP16 (1 ชิพต่อไอซี) 
กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ จ านวนชิพต่อไอซ ี ล าดับชิพ ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 เฉลี่ย จ านวนตัวอย่าง 

SOP16 SOP16-1 1 1 6620 6421 6520.5 0.4 

SOP16 SOP16-2 1 1 5982 6095 6038.5 0.1 

SOP16 SOP16-3 1 1 6368 6490 6429 0.1 

SOP16 SOP16-4 1 1 6184 6223 6203.5 0.0 

SOP16 SOP16-5 1 1 6295 6381 6338 0.1 

SOP16 SOP16-6 1 1 6422 6452 6437 0.0 

SOP16 SOP16-7 1 1 6221 6110 6165.5 0.1 
 

ตารางท่ี ง.12 เวลาการผลิตจริงของกลุ่ม SOP20 (1 ชิพต่อไอซี) 

กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ จ านวนชิพต่อไอซ ี ล าดับชิพ ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 เฉลี่ย จ านวนตัวอย่าง 

SOP20 SOP20-1 1 1 6052 5927 5989.5 0.2 

SOP20 SOP20-2 1 1 5865 6002 5933.5 0.2 

SOP20 SOP20-3 1 1 5780 5957 5868.5 0.4 

SOP20 SOP20-4 1 1 6672 6884 6778 0.4 

SOP20 SOP20-5 1 1 5993 6085 6039 0.1 

SOP20 SOP20-6 1 1 5938 5927 5932.5 0.0 

SOP20 SOP20-7 1 1 6703 6558 6630.5 0.2 
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ตารางท่ี ง.13 เวลาการผลิตจริงของกลุ่ม SOP28 (1 ชิพต่อไอซี) 
กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ จ านวนชิพต่อไอซ ี ล าดับชิพ ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 เฉลี่ย จ านวนตัวอย่าง 

SOP28 SOP28-1 1 1 3922 3862 3892 0.1 

SOP28 SOP28-2 1 1 3431 3323 3377 0.4 

SOP28 SOP28-3 1 1 3665 3799 3732 0.5 

SOP28 SOP28-4 1 1 3352 3125 3238.5 2.0 

SOP28 SOP28-5 1 1 3184 3244 3214 0.1 

SOP28 SOP28-6 1 1 3536 3481 3508.5 0.1 

SOP28 SOP28-7 1 1 3580 3630 3605 0.1 

SOP28 SOP28-8 1 1 3550 3467 3508.5 0.2 
 
ตารางท่ี ง.14 เวลาการผลิตจริงของกลุ่ม SOP30 (2 ชิพต่อไอซี) 

กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ จ านวนชิพต่อไอซ ี ล าดับชิพ ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 เฉลี่ย จ านวนตัวอย่าง 

SOP30 SOP30-1 2 1 3185 3091 3138 0.4 

SOP30 SOP30-1 2 2 3116 3180 3148 0.2 

SOP30 SOP30-2 2 1 3329 3237 3283 0.3 

SOP30 SOP30-2 2 2 3433 3315 3374 0.5 

SOP30 SOP30-3 2 1 3104 3090 3097 0.0 

SOP30 SOP30-3 2 2 3119 3073 3096 0.1 
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ตารางท่ี ง.15 เวลาการผลิตจริงของกลุ่ม SOP30 (1 ชิพต่อไอซี) 
กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ จ านวนชิพต่อไอซ ี ล าดับชิพ ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 เฉลี่ย จ านวนตัวอย่าง 

SOP30 SOP30-4 1 1 3075 3150 3112.5 0.2 

SOP30 SOP30-5 1 1 3259 3452 3355.5 1.3 

SOP30 SOP30-6 1 1 3188 3272 3230 0.3 

SOP30 SOP30-7 1 1 3050 3131 3090.5 0.3 

SOP30 SOP30-8 1 1 3225 3165 3195 0.1 

SOP30 SOP30-9 1 1 3386 3440 3413 0.1 

SOP30 SOP30-10 1 1 3200 3172 3186 0.0 

SOP30 SOP30-11 1 1 3056 3154 3105 0.4 
 
ตารางท่ี ง.16 เวลาการผลิตจริงของกลุ่ม SSOP16 (1 ชิพต่อไอซี) 
กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ จ านวนชิพต่อไอซ ี ล าดับชิพ ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 เฉลี่ย จ านวนตัวอย่าง 

SSOP16 SSOP16-1 1 1 18832 19009 18920.5 0.0 

SSOP16 SSOP16-2 1 1 20135 19178 19656.5 0.9 

SSOP16 SSOP16-3 1 1 20880 20068 20474 0.6 

SSOP16 SSOP16-4 1 1 19355 18716 19035.5 0.5 

SSOP16 SSOP16-5 1 1 19113 18811 18962 0.1 

SSOP16 SSOP16-6 1 1 19895 20136 20015.5 0.1 

SSOP16 SSOP16-7 1 1 20208 19969 20088.5 0.1 

SSOP16 SSOP16-8 1 1 19011 18913 18962 0.0 

SSOP16 SSOP16-9 1 1 19530 18541 19035.5 1.1 

SSOP16 SSOP16-10 1 1 19177 18894 19035.5 0.1 
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ตารางท่ี ง.17 เวลาการผลิตจริงของกลุ่ม SSOP20 (1 ชิพต่อไอซี) 
กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ จ านวนชิพต่อไอซ ี ล าดับชิพ ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 เฉลี่ย จ านวนตัวอย่าง 

SSOP20 SSOP20-1 1 1 4055 3885 3970 0.7 

SSOP20 SSOP20-2 1 1 4005 4168 4086.5 0.6 

SSOP20 SSOP20-3 1 1 4545 4314 4429.5 1.1 

SSOP20 SSOP20-4 1 1 4320 4354 4337 0.0 

SSOP20 SSOP20-5 1 1 4665 4466 4565.5 0.8 

SSOP20 SSOP20-6 1 1 4218 4176 4197 0.0 

SSOP20 SSOP20-7 1 1 4660 4464 4562 0.7 

SSOP20 SSOP20-8 1 1 4216 4014 4115 1.0 

SSOP20 SSOP20-9 1 1 4122 4276 4199 0.5 
 
ตารางท่ี ง.18 เวลาการผลิตจริงของกลุ่ม SSOP24 (1 ชิพต่อไอซี) 
กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ จ านวนชิพต่อไอซ ี ล าดับชิพ ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 เฉลี่ย จ านวนตัวอย่าง 

SSOP24 SSOP24-1 1 1 7670 7730 7700 0.0 

SSOP24 SSOP24-2 1 1 7904 7848 7876 0.0 

SSOP24 SSOP24-3 1 1 7117 7432 7274.5 0.8 

SSOP24 SSOP24-4 1 1 7287 7471 7379 0.2 

SSOP24 SSOP24-5 1 1 7900 8283 8091.5 0.9 

SSOP24 SSOP24-6 1 1 7320 7256 7288 0.0 

SSOP24 SSOP24-7 1 1 7833 7783 7808 0.0 

SSOP24 SSOP24-8 1 1 7355 7403 7379 0.0 

SSOP24 SSOP24-9 1 1 7853 7763 7808 0.1 

SSOP24 SSOP24-10 1 1 7625 7518 7571.5 0.1 
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ภาคผนวก จ 
ผลการเปรียบเทียบเวลาการผลิตจริงกับเวลาพรีดีเทอร์มิน  
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ภาคผนวก จ. 
ตารางท่ี จ.1 เปรียบเทียบเวลาผลิตจริงและเวลามาตรฐานแบบพรีดีเทอร์มิน กลุ่ม LQFP100 จ านวน 3 ชิพต่อไอซี 
กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ จ านวนชิพต่อไอซ ี ล าดับชิพ เวลาจริง เวลาพรีดีเทอร์มิน ความแตกต่าง สัมประสิทธิ์ความแตกต่าง เปอร์เซนต์ความแตกต่าง 

LQFP100 LQFP100-1 3 1 3149 3093.5 -55.5 55.5 1.8% 
LQFP100 LQFP100-1 3 2 3051 3031.6 -19.4 19.4 0.6% 
LQFP100 LQFP100-1 3 3 2994 3031.6 37.6 37.6 1.3% 
 
ตารางท่ี จ.2 เปรียบเทียบเวลาผลิตจริงและเวลามาตรฐานแบบพรีดีเทอร์มิน กลุ่ม LQFP100 จ านวน 2 ชิพต่อไอซี 
กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ จ านวนชิพต่อไอซ ี ล าดับชิพ เวลาจริง เวลาพรีดีเทอร์มิน ความแตกต่าง สัมประสิทธิ์ความแตกต่าง เปอร์เซนต์ความแตกต่าง 

LQFP100 LQFP100-2 2 1 3189.0 3116.8 -72.2 72.2 2.3% 
LQFP100 LQFP100-2 2 2 3130.5 3031.6 -98.9 98.9 3.2% 
LQFP100 LQFP100-3 2 1 3060.0 3093.5 33.5 33.5 1.1% 
LQFP100 LQFP100-3 2 2 3025.5 3031.6 6.1 6.1 0.2% 
LQFP100 LQFP100-4 2 1 3095.5 3163.4 67.9 67.9 2.2% 
LQFP100 LQFP100-4 2 2 3009.0 3054.9 45.9 45.9 1.5% 
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ตารางท่ี จ.3 เปรียบเทียบเวลาผลิตจริงและเวลามาตรฐานแบบพรีดีเทอร์มิน กลุ่ม LQFP100 จ านวน 1 ชิพต่อไอซี 
กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ จ านวนชิพต่อไอซ ี ล าดับชิพ เวลาจริง เวลาพรีดีเทอร์มิน ความแตกต่าง สัมประสิทธิ์ความแตกต่าง เปอร์เซนต์ความแตกต่าง 

LQFP100 LQFP100-5 2 2 3127.5 3093.5 -34.0 34.0 1.1% 
LQFP100 LQFP100-6 2 2 3188.0 3233.3 45.3 45.3 1.4% 
LQFP100 LQFP100-7 2 2 3002.0 3186.7 184.7 184.7 6.2% 
LQFP100 LQFP100-8 2 2 3150.5 3233.3 82.8 82.8 2.6% 
LQFP100 LQFP100-9 2 2 3228.0 3163.4 -64.6 64.6 2.0% 
LQFP100 LQFP100-10 2 2 3173.5 3163.4 -10.1 10.1 0.3% 
LQFP100 LQFP100-11 2 2 3083.0 3163.4 80.4 80.4 2.6% 
LQFP100 LQFP100-12 2 2 3105.0 3116.8 11.8 11.8 0.4% 
LQFP100 LQFP100-13 2 2 3078.0 3116.8 38.8 38.8 1.3% 
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ตารางท่ี จ.4 เปรียบเทียบเวลาผลิตจริงและเวลามาตรฐานแบบพรีดีเทอร์มิน กลุ่ม LQFP48 จ านวน 1 ชิพต่อไอซี 
กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ จ านวนชิพต่อไอซ ี ล าดับชิพ เวลาจริง เวลาพรีดีเทอร์มิน ความแตกต่าง สัมประสิทธิ์ความแตกต่าง เปอร์เซนต์ความแตกต่าง 

LQFP48 LQFP48-1 1 1 3007.0 2920.9 -86.1 86.1 2.9% 
LQFP48 LQFP48-2 1 1 2943.5 2920.9 -22.6 22.6 0.8% 
LQFP48 LQFP48-3 1 1 2906.0 2920.9 14.9 14.9 0.5% 
LQFP48 LQFP48-4 1 1 2882.5 2920.9 38.4 38.4 1.3% 
LQFP48 LQFP48-5 1 1 2974.5 2897.6 -76.9 76.9 2.6% 
LQFP48 LQFP48-6 1 1 2969.0 2920.9 -48.1 48.1 1.6% 
LQFP48 LQFP48-7 1 1 2862.0 2920.9 58.9 58.9 2.1% 
LQFP48 LQFP48-8 1 1 2744.0 2897.6 153.6 153.6 5.6% 
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ตารางท่ี จ.5 เปรียบเทียบเวลาผลิตจริงและเวลามาตรฐานแบบพรีดีเทอร์มิน กลุ่ม LQFP64 จ านวน 1 ชิพต่อไอซี 
กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ จ านวนชิพต่อไอซ ี ล าดับชิพ เวลาจริง เวลาพรีดีเทอร์มิน ความแตกต่าง สัมประสิทธิ์ความแตกต่าง เปอร์เซนต์ความแตกต่าง 

LQFP64 LQFP64-1 1 1 3042.5 2971.4 -71.1 71.1 2.3% 
LQFP64 LQFP64-2 1 1 3020.0 2971.4 -48.6 48.6 1.6% 
LQFP64 LQFP64-3 1 1 2966.0 2971.4 5.4 5.4 0.2% 
LQFP64 LQFP64-4 1 1 3063.5 3018.0 -45.5 45.5 1.5% 
LQFP64 LQFP64-5 1 1 3112.5 2876.3 -236.2 236.2 7.6% 
LQFP64 LQFP64-6 1 1 3024.5 3018.0 -6.5 6.5 0.2% 
LQFP64 LQFP64-7 1 1 3151.0 2971.4 -179.6 179.6 5.7% 
LQFP64 LQFP64-8 1 1 2885.5 2948.1 62.6 62.6 2.2% 
LQFP64 LQFP64-9 1 1 2817.0 2876.3 59.3 59.3 2.1% 
LQFP64 LQFP64-10 1 1 2809.5 2971.4 161.9 161.9 5.8% 
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ตารางท่ี จ.6 เปรียบเทียบเวลาผลิตจริงและเวลามาตรฐานแบบพรีดีเทอร์มิน กลุ่ม LQFP80 จ านวน 2 ชิพต่อไอซี 
กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ จ านวนชิพต่อไอซ ี ล าดับชิพ เวลาจริง เวลาพรีดีเทอร์มิน ความแตกต่าง สัมประสิทธิ์ความแตกต่าง เปอร์เซนต์ความแตกต่าง 

LQFP80 LQFP80-1 2 1 3283.0 3664.1 381.1 381.1 11.6% 
LQFP80 LQFP80-1 2 2 3704.0 3559.1 -144.9 144.9 3.9% 
LQFP80 LQFP80-2 2 1 3700.5 3664.1 -36.4 36.4 1.0% 
LQFP80 LQFP80-2 2 2 3682.0 3559.1 -122.9 122.9 3.3% 
LQFP80 LQFP80-3 2 1 3703.0 3640.8 -62.2 62.2 1.7% 
LQFP80 LQFP80-3 2 2 3494.0 3535.8 41.8 41.8 1.2% 
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ตารางท่ี จ.7 เปรียบเทียบเวลาผลิตจริงและเวลามาตรฐานแบบพรีดีเทอร์มิน กลุ่ม LQFP80 จ านวน 1 ชิพต่อไอซี 
กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ จ านวนชิพต่อไอซ ี ล าดับชิพ เวลาจริง เวลาพรีดีเทอร์มิน ความแตกต่าง สัมประสิทธิ์ความแตกต่าง เปอร์เซนต์ความแตกต่าง 

LQFP80 LQFP80-4 1 1 3410.0 3535.8 125.8 125.8 3.7% 
LQFP80 LQFP80-5 1 1 3684.0 3640.8 -43.2 43.2 1.2% 
LQFP80 LQFP80-6 1 1 3623.0 3594.2 -28.8 28.8 0.8% 
LQFP80 LQFP80-7 1 1 3552.0 3617.5 65.5 65.5 1.8% 
LQFP80 LQFP80-8 1 1 3748.0 3594.2 -153.8 153.8 4.1% 
LQFP80 LQFP80-9 1 1 3729.0 3640.8 -88.2 88.2 2.4% 
LQFP80 LQFP80-10 1 1 3720.0 3640.8 -79.2 79.2 2.1% 
LQFP80 LQFP80-11 1 1 3636.0 3757.3 121.3 121.3 3.3% 
LQFP80 LQFP80-12 1 1 3655.0 3617.5 -37.5 37.5 1.0% 
LQFP80 LQFP80-13 1 1 3450.5 3617.5 167.0 167.0 4.8% 
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ตารางท่ี จ.8 เปรียบเทียบเวลาผลิตจริงและเวลามาตรฐานแบบพรีดีเทอร์มิน กลุ่ม QFP208 จ านวน 1 ชิพต่อไอซี 
กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ จ านวนชิพต่อไอซ ี ล าดับชิพ เวลาจริง เวลาพรีดีเทอร์มิน ความแตกต่าง สัมประสิทธิ์ความแตกต่าง เปอร์เซนต์ความแตกต่าง 

QFP208 QFP208-1 1 1 4411.0 4461.2 50.2 50.2 1.1% 
QFP208 QFP208-1 1 1 4127.0 4041.8 -85.2 85.2 2.1% 
QFP208 QFP208-1 1 1 4219.0 4088.4 -130.6 130.6 3.1% 
QFP208 QFP208-1 1 1 3965.0 4041.8 76.8 76.8 1.9% 
QFP208 QFP208-1 1 1 4118.0 4041.8 -76.2 76.2 1.9% 

 
ตารางท่ี จ.9 เปรียบเทียบเวลาผลิตจริงและเวลามาตรฐานแบบพรีดีเทอร์มิน กลุ่ม SDIP30 จ านวน 2 ชิพต่อไอซี 

กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ จ านวนชิพต่อไอซ ี ล าดับชิพ เวลาจริง เวลาพรีดีเทอร์มิน ความแตกต่าง สัมประสิทธิ์ความแตกต่าง เปอร์เซนต์ความแตกต่าง 
SDIP30 SDIP30-1 2 1 3409.5 3493.9 84.4 84.4 2.5% 
SDIP30 SDIP30-1 2 2 3466.5 3422.0 -44.5 44.5 1.3% 
SDIP30 SDIP30-2 2 1 3351.5 3493.9 142.4 142.4 4.2% 
SDIP30 SDIP30-2 2 2 3498.0 3422.0 -76.0 76.0 2.2% 
SDIP30 SDIP30-3 2 1 3442.5 3493.9 51.4 51.4 1.5% 
SDIP30 SDIP30-3 2 2 3399.5 3422.0 22.5 22.5 0.7% 
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ตารางท่ี จ.10 เปรียบเทียบเวลาผลิตจริงและเวลามาตรฐานแบบพรีดีเทอร์มิน กลุ่ม SDIP30 จ านวน 1 ชิพต่อไอซี 
กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ จ านวนชิพต่อไอซ ี ล าดับชิพ เวลาจริง เวลาพรีดีเทอร์มิน ความแตกต่าง สัมประสิทธิ์ความแตกต่าง เปอร์เซนต์ความแตกต่าง 

SDIP30 SDIP30-3 2 2 3399.5 3422.0 22.5 22.5 0.7% 
SDIP30 SDIP30-4 1 1 3517.5 3540.5 23.0 23.0 0.7% 
SDIP30 SDIP30-5 1 1 3627.5 3517.2 -110.3 110.3 3.0% 
SDIP30 SDIP30-6 1 1 3622.0 3517.2 -104.8 104.8 2.9% 
SDIP30 SDIP30-7 1 1 3582.5 3493.9 -88.6 88.6 2.5% 
SDIP30 SDIP30-8 1 1 3682.5 3540.5 -142.0 142.0 3.9% 
SDIP30 SDIP30-9 1 1 3195.5 3540.5 345.0 345.0 10.8% 
SDIP30 SDIP30-10 1 1 3400.0 3563.8 163.8 163.8 4.8% 
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ตารางท่ี จ.11 เปรียบเทียบเวลาผลิตจริงและเวลามาตรฐานแบบพรีดีเทอร์มิน กลุ่ม SOP16 จ านวน 1 ชิพต่อไอซี 
กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ จ านวนชิพต่อไอซ ี ล าดับชิพ เวลาจริง เวลาพรีดีเทอร์มิน ความแตกต่าง สัมประสิทธิ์ความแตกต่าง เปอร์เซนต์ความแตกต่าง 

SOP16 SOP16-1 1 1 6520.5 6325.3 -195.2 195.2 3.0% 
SOP16 SOP16-2 1 1 6038.5 6395.2 356.7 356.7 5.9% 
SOP16 SOP16-3 1 1 6429.0 6325.3 -103.7 103.7 1.6% 
SOP16 SOP16-4 1 1 6203.5 6348.6 145.1 145.1 2.3% 
SOP16 SOP16-5 1 1 6338.0 6302.0 -36.0 36.0 0.6% 
SOP16 SOP16-6 1 1 6437.0 6325.3 -111.7 111.7 1.7% 
SOP16 SOP16-7 1 1 6165.5 6325.3 159.8 159.8 2.6% 
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ตารางท่ี จ.12 เปรียบเทียบเวลาผลิตจริงและเวลามาตรฐานแบบพรีดีเทอร์มิน กลุ่ม SOP20 จ านวน 1 ชิพต่อไอซี 
กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ จ านวนชิพต่อไอซ ี ล าดับชิพ เวลาจริง เวลาพรีดีเทอร์มิน ความแตกต่าง สัมประสิทธิ์ความแตกต่าง เปอร์เซนต์ความแตกต่าง 

SOP20 SOP20-1 1 1 5989.5 6377.9 388.4 388.4 6.5% 
SOP20 SOP20-2 1 1 5933.5 6354.6 421.1 421.1 7.1% 
SOP20 SOP20-3 1 1 5868.5 6377.9 509.4 509.4 8.7% 
SOP20 SOP20-4 1 1 6778.0 6401.2 -376.8 376.8 5.6% 
SOP20 SOP20-5 1 1 6039.0 6354.6 315.6 315.6 5.2% 
SOP20 SOP20-6 1 1 5932.5 6377.9 445.4 445.4 7.5% 
SOP20 SOP20-7 1 1 6630.5 6401.2 -229.3 229.3 3.5% 
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ตารางท่ี จ.13 เปรียบเทียบเวลาผลิตจริงและเวลามาตรฐานแบบพรีดีเทอร์มิน กลุ่ม SOP28 จ านวน 1 ชิพต่อไอซี 
กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ จ านวนชิพต่อไอซ ี ล าดับชิพ เวลาจริง เวลาพรีดีเทอร์มิน ความแตกต่าง สัมประสิทธิ์ความแตกต่าง เปอร์เซนต์ความแตกต่าง 

SOP28 SOP28-1 1 1 3892.0 3467.3 -424.7 424.7 10.9% 
SOP28 SOP28-2 1 1 3377.0 3467.3 90.3 90.3 2.7% 
SOP28 SOP28-3 1 1 3732.0 3467.3 -264.7 264.7 7.1% 
SOP28 SOP28-4 1 1 3238.5 3467.3 228.8 228.8 7.1% 
SOP28 SOP28-5 1 1 3214.0 3467.3 253.3 253.3 7.9% 
SOP28 SOP28-6 1 1 3508.5 3467.3 -41.2 41.2 1.2% 
SOP28 SOP28-7 1 1 3605.0 3467.3 -137.7 137.7 3.8% 
SOP28 SOP28-8 1 1 3508.5 3467.3 -41.2 41.2 1.2% 
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ตารางท่ี จ.14 เปรียบเทียบเวลาผลิตจริงและเวลามาตรฐานแบบพรีดีเทอร์มิน กลุ่ม SOP30 จ านวน 2 ชิพต่อไอซี 
กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ จ านวนชิพต่อไอซ ี ล าดับชิพ เวลาจริง เวลาพรีดีเทอร์มิน ความแตกต่าง สัมประสิทธิ์ความแตกต่าง เปอร์เซนต์ความแตกต่าง 

SOP30 SOP30-1 2 1 3138.0 3220.5 82.5 82.5 2.6% 
SOP30 SOP30-1 2 2 3148.0 3169.8 21.8 21.8 0.7% 
SOP30 SOP30-2 2 1 3283.0 3220.5 -62.5 62.5 1.9% 
SOP30 SOP30-2 2 2 3374.0 3169.8 -204.2 204.2 6.1% 
SOP30 SOP30-3 2 1 3097.0 3220.5 123.5 123.5 4.0% 
SOP30 SOP30-3 2 2 3096.0 3169.8 73.8 73.8 2.4% 
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ตารางท่ี จ.15 เปรียบเทียบเวลาผลิตจริงและเวลามาตรฐานแบบพรีดีเทอร์มิน กลุ่ม SOP30 จ านวน 1 ชิพต่อไอซี 
กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ จ านวนชิพต่อไอซ ี ล าดับชิพ เวลาจริง เวลาพรีดีเทอร์มิน ความแตกต่าง สัมประสิทธิ์ความแตกต่าง เปอร์เซนต์ความแตกต่าง 

SOP30 SOP30-4 1 1 3112.5 3243.8 131.3 131.3 4.2% 
SOP30 SOP30-5 1 1 3355.5 3243.8 -111.7 111.7 3.3% 
SOP30 SOP30-6 1 1 3230.0 3267.1 37.1 37.1 1.1% 
SOP30 SOP30-7 1 1 3090.5 3243.8 153.3 153.3 5.0% 
SOP30 SOP30-8 1 1 3195.0 3290.4 95.4 95.4 3.0% 
SOP30 SOP30-9 1 1 3413.0 3267.1 -145.9 145.9 4.3% 
SOP30 SOP30-10 1 1 3186.0 3267.1 81.1 81.1 2.5% 
SOP30 SOP30-11 1 1 3105.0 3267.1 162.1 162.1 5.2% 
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ตารางท่ี จ.16 เปรียบเทียบเวลาผลิตจริงและเวลามาตรฐานแบบพรีดีเทอร์มิน กลุ่ม SSOP16 จ านวน 1 ชิพต่อไอซี 
กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ จ านวนชิพต่อไอซ ี ล าดับชิพ เวลาจริง เวลาพรีดีเทอร์มิน ความแตกต่าง สัมประสิทธิ์ความแตกต่าง เปอร์เซนต์ความแตกต่าง 

SSOP16 SSOP16-1 1 1 18920.5 19381.7 461.2 461.2 2.4% 
SSOP16 SSOP16-2 1 1 19656.5 19381.7 -274.8 274.8 1.4% 
SSOP16 SSOP16-3 1 1 20474.0 19381.7 -1092.3 1092.3 5.3% 
SSOP16 SSOP16-4 1 1 19035.5 19335.1 299.6 299.6 1.6% 
SSOP16 SSOP16-5 1 1 18962.0 19358.4 396.4 396.4 2.1% 
SSOP16 SSOP16-6 1 1 20015.5 19311.8 -703.7 703.7 3.5% 
SSOP16 SSOP16-7 1 1 20088.5 19311.8 -776.7 776.7 3.9% 
SSOP16 SSOP16-8 1 1 18962.0 19358.4 396.4 396.4 2.1% 
SSOP16 SSOP16-9 1 1 19035.5 19335.1 299.6 299.6 1.6% 
SSOP16 SSOP16-10 1 1 19035.5 19311.8 276.3 276.3 1.5% 
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ตารางท่ี จ.17 เปรียบเทียบเวลาผลิตจริงและเวลามาตรฐานแบบพรีดีเทอร์มิน กลุ่ม SSOP20 จ านวน 1 ชิพต่อไอซี 
กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ จ านวนชิพต่อไอซ ี ล าดับชิพ เวลาจริง เวลาพรีดีเทอร์มิน ความแตกต่าง สัมประสิทธิ์ความแตกต่าง เปอร์เซนต์ความแตกต่าง 

SSOP20 SSOP20-1 1 1 3970.0 4326.2 356.2 356.2 9.0% 
SSOP20 SSOP20-2 1 1 4086.5 4256.3 169.8 169.8 4.2% 
SSOP20 SSOP20-3 1 1 4429.5 4279.6 -149.9 149.9 3.4% 
SSOP20 SSOP20-4 1 1 4337.0 4279.6 -57.4 57.4 1.3% 
SSOP20 SSOP20-5 1 1 4565.5 4302.9 -262.6 262.6 5.8% 
SSOP20 SSOP20-6 1 1 4197.0 4279.6 82.6 82.6 2.0% 
SSOP20 SSOP20-7 1 1 4562.0 4279.6 -282.4 282.4 6.2% 
SSOP20 SSOP20-8 1 1 4115.0 4279.6 164.6 164.6 4.0% 
SSOP20 SSOP20-9 1 1 4199.0 4256.3 57.3 57.3 1.4% 
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ตารางท่ี จ.18 เปรียบเทียบเวลาผลิตจริงและเวลามาตรฐานแบบพรีดีเทอร์มิน กลุ่ม SSOP24 จ านวน 1 ชิพต่อไอซี 
กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ จ านวนชิพต่อไอซ ี ล าดับชิพ เวลาจริง เวลาพรีดีเทอร์มิน ความแตกต่าง สัมประสิทธิ์ความแตกต่าง เปอร์เซนต์ความแตกต่าง 

SSOP24 SSOP24-1 1 1 7700.0 7781.2 81.2 81.2 1.1% 
SSOP24 SSOP24-2 1 1 7876.0 7757.9 -118.1 118.1 1.5% 
SSOP24 SSOP24-3 1 1 7274.5 7664.7 390.2 390.2 5.4% 
SSOP24 SSOP24-4 1 1 7379.0 7688.0 309.0 309.0 4.2% 
SSOP24 SSOP24-5 1 1 8091.5 7734.6 -356.9 356.9 4.4% 
SSOP24 SSOP24-6 1 1 7288.0 7664.7 376.7 376.7 5.2% 
SSOP24 SSOP24-7 1 1 7808.0 7757.9 -50.1 50.1 0.6% 
SSOP24 SSOP24-8 1 1 7379.0 7688.0 309.0 309.0 4.2% 
SSOP24 SSOP24-9 1 1 7808.0 7757.9 -50.1 50.1 0.6% 
SSOP24 SSOP24-10 1 1 7571.5 7664.7 93.2 93.2 1.2% 
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ ์
 
 นางสาวอุรศา ฮันสราช เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2528 ส าเร็จการศึกษาปริญญา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในปีการศึกษา 2551 จากนั้นจึงเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2552 นางสาวอุรศา เข้าท างานในต าแหน่งวิศวกรวางแผนก าลังการ
ผลิต ฝ่ายวางแผนธุรกิจ ( Business Planning Department) ที่บริษัทโซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2551 เป็นระยะเวลา 3 ปี 6 เดือน ปัจจุบันท างานในต าแหน่ง ผู้
วางแผน ที่บริษัทฟาบริเนทจ ากัด 
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